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Kupni smlouva

(dale jen ,Smlouva“®)

.SMLUVNi STRANY

1.

Fyzikaini ustav AV R, v. v. i,

se sidlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

jehoz jménem jedné: prof. Jan Ridky, DrSc. — feditel,

zapsany v rejstiiku vefejnych vyzkumnych instituci Ministerstva $kolstvi, mladeZe a télovychovy
Ceské republiky.

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uétu: 2106535627/2700

IC: 68378271

DIC: 268378271

(dale jen "Kupujici")

SPECION, s.r.0.,

se sidlem: Budéjovicka 1998/55, 140 00 Praha 4

jejimZ jménem jedna: Ing. Alexandr Gaba, jednatel,

zapsand v Obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 16413.

Bankovni spojeni: CSOB a.s. Praha 1
Cislo uctu: 5767660330300

IC: 48112836

DIC: CZ48112836

(dale jen "Prodavaijici"),

(dale spolecné jen "Smluvni strany" nebo kaZdy z nich samostatné jen "Smluvni strana").



1. ZAKLADNi USTANOVENI

2.1

2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Kupuijici je vefejnd vyzkumna instituce, jejiZz hlavni €innosti je védecky vyzkum v oblasti fyziky,
zejména fyziky elementarnich &astic, kondenzovanych systémi, plazmatu a optiky. Souéasti
tohoto vyzkumu je i analyza funkénich materiali a technologii.

Pfedmét pInéni (spektrometr) je uréen pro vyzkum povrchovych viastnosti anorganickych a
organickych material(, zejména pro ziskdvani informaci o kvalitativnim a kvantitativnim
zastoupeni a chemickém stavu prvkd na povrchu vzorku - kov(, polovodigd, izolantd,
polymert a praskovych vzorkd (XPS analyza) - pfi spInéni zakladnich podminek:

= energetického a thlového rozliSeni z malé plochy vzorku,

= chemického mapovani rozloZeni prvki na povrchu zkoumanych latek,

=  méfeni hloubkovych koncentraénich profili pfi pouZiti pFipojeného

iontového déla

a dale dle charakteristiky uvedené v technickych podkladech.

Prodavajici je vitéznym uchaze¢em zaddvaciho fizeni vyhlaseného Kupujicim dle zdkona &
1372006 Sb., o vefejnych zakdzkach (dale jen ,2ZVZ“), pod ndzvem ,Multifunkéni
fotoelektronovy spektrometr s rychlym vkladanim vzork(, kompenzaci povrchového néaboje
a hloubkovym profilovdnim polovodiéovych a organickych materidll, nanostruktur a

funkcionalizovanych povrchii” (dale jen ,Zadavaci fizeni”) na zhotoveni a dodani pfedmétu
pinéni dle této Smlouvy.

Vychozimi podklady pro dodani pfedmétu pinéni dle této Smlouvy jsou:

2.4.1 Technickd specifikace zaddvaci dokumentace k Zaddvacimu Fizeni. Zadavaci

dokumentace tvofi Pfilohu ¢. 1 této Smlouvy a je jeji nedilnou soudasti (déle jen
»Zaddvaci dokumentace”). Technickd specifikace Kupujiciho k pfedmétu plnéni je téZ
nedilnou soudasti této Smlouvy jako jeji P¥iloha €. 2 a).

2.42 Nabidka Prodavajiciho podand vrdmci Zadavaciho fizeni vrozsahu té &asti, kterd

predmét plnéni technicky popisuje. Tato nabidka Prodavajiciho tvofi PFilohu €& 2 b)
Smlouvy a je jeji nedilnou souéasti (déle jen ,Nabidka“).
V pripadé kolize Pfiloh Smlouvy mé pfednost technicky pozadavek vyssi tirovné a jakosti.

Prodavajici prohlasuje, Ze disponuje veskerymi odbornymi piedpoklady potiebnymi pro
dodani predmétu pInéni, k ¢innosti dle Smlouvy je opravnén a na jeho strané neexistuji Zadné
prekdZky, které by mu branily pfedmét pInéni dle Smlouvy dodat.

Prodavajici bere na védomi, Ze Kupujici povazuje ucast prodavajiciho ve vefejné zakazce pfi
spInéni kvalifikaénich predpokladii za potvrzeni skuteénosti, Ze prodavajici je ve smyslu
ustanoveni § 5 odst. 1 zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik {déle jen ,J02*) schopen pfi
pInéni této Smlouvy jednat se znalosti a peclivosti, kterd je s jeho povoldnim nebo stavem
spojena, s tim, Ze pfipadné jeho jednani bez této odborné péce pljde k jeho tiZi. Prodavajici
nesmi svou kvalitu odbornika ani své hospodaiské postaveni zneuZit k vytvéfeni nebo k vyuZiti
zavislosti slab3i strany a k dosaZeni zfejmé a nediivodné nerovnovéhy ve vzijemnych pravech
a povinnostech Smluvnich stran.

Proddvajici bere na védomi, Ze Kupujici neni ve vztahu kpfedmétu této Smiouvy
podnikatelem, a ani se pfedmét této Smlouvy netyka podnikatelské ¢innosti Kupujiciho.

Prodavajici bere na védomi, Ze Kupujici hradi kupni cenu za pfedmét pinéni dle Smilouvy
z dotace vazané na Cerpani v kalenddfnim roce uzavieni Smlouvy. Dodani pfedmétu plnéni ve
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stanovenych terminech a kvalité, jak vyplyva z Piiloh &. 1 a 2 této Smlouvy, je z tohoto divodu
pro Kupujiciho zésadni. V pfipadé, Ze Proddvajici nesplni smluvni poZadavky, mize Kupujicimu
vzniknout $koda.

2.9 Proddvajici prohlasuje, 7e pfejima na sebe nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 odst. 2 OZ.

2.10  Smluvni strany prohlasuji, Ze zachovaji mléenlivost o skuteénostech, které se dozvédi
v souvislosti s touto Smlouvou a pfi jejim plnéni a jejichZ vyzrazeni by jim mohlo zpisobit
ujmu. Timto nejsou dotéeny povinnosti Kupujiciho vyplyvajici z pravnich pfedpisi.

I1l. PREDMET SMLOUVY

3.1 Predmétem této Smlouvy je zdvazek Prodévajiciho dodat Kupujicimu a pievést na Kupujiciho

vlastnické pravo k:
»Multifunkénimu fotoelektronovému spektrometru s rychlym vkladanim vzorku,
kompenzaci povrchového naboje a hloubkovym profilovanim polovodi€ovych a organickych
material(, nanostruktur a funkcionalizovanych povrchii” (dale jen ,,ZboZi” nebo , Pfistroj”) a
Kupujici se zavazuje ZboiZi pfevzit a zaplatit Prodavajicimu za ZboZi sjednanou cenu.

3.2 Soucésti plnéni je:

3.2.1 doprava Pfistroje do mista pInéni, jeho vybaleni a kontrola,
3.2.2 pfipojeni Pristroje k instala¢nim rozvoddim v misté plnéni véetné jeho instalace,
3.2.3 ovéfenispravné funkce Pfistroje a jeho sefizeni v misté pinéni,
3.2.4 demonstrace provozu Pfistroje spodivajici v provedeni kontrolniho méfeni,
3.2.5 dodani instrukci a navodd k obsluze a udribé Pristroje v ¢eském nebo anglickém
jazyce Kupujicimu, a to elektronicky a v tisténé podobé,
3.2.6 zaskoleni obsluhy Pfistroje,
3.2.7 odvoz a likvidace nepotiebnych obal a dalSich materidld pouZitych Prodévajicim pfi
pInén{ této Smlouvy,
3.2.8 zaruénia mimozarudni servis,
3.2.9 zajisténi technické podpory formou konzultaci,
3.2.10 bezplatny servis a servisni prohlidky.
33 Predmét pInéni je podrobné specifikovan v Prilohach ¢. 1 a 2 Smlouvy.
3.4 Dalsi podminky dodavky:

3.4.1 Pfi provadéni dodavky postupuje Proddvajici samostatné, aviak zavazuje se
respektovat pokyny Kupujiciho tykajici se realizace pfedmétu pinéni dle této Smlouvy.



3.4.2 Prodavajici je povinen upozornit Kupujiciho bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu pokynil danych mu Kupujicim k provedeni dodavky, jestlie tuto nevhodnost
mohl Prodavajici zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

3.4.3 Pro pripad, Ze ke splnéni poZadavki Kupujiciho vyplyvajicich z této Smlouvy a
k fddnému provedeni a provozu PFistrojii budou potfebné i dalsi dodavky a prace
vyslovné neuvedené v této Smlouvé, se Prodavajici vyslovné zavazuje tyto dodavky a
prace na své naklady obstarat ¢i provést a do svého pinéni zahrnout bez dopadu na
kupni cenu podle této Smlouvy.

3.4.4 Prodavajici odpovida za to, Ze PFistroj a sluzby budou v souladu s touto Smlouvou
vCetné pfiloh, nabidkou, platnymi pravnimi, technickymi a kvalitativnimi normami, a e
Ptistroj bude mit CE certifikat. V pfipadé& kolize norem plati vidy norma nebo ta jeji
¢ast, v niZ jsou stanovena pfisnéjsi kritéria.

IV.VLASTNICKE PRAVO

Vlastnické pravo prechdzi na Kupujiciho pfevzetim Pfistroje. Pfevzetim se rozumi podpis
predavaciho protokolu o pfedani a pfevzeti Pfistroje ob&ma Smluvnimi stranami, kterym zarovefi
prechazi na Kupujiciho i nebezpeci skody na Pfistroji.

V. DOBA PLNENI

5.1

5.2

Prodavajici se zavazuje fddné zhotovit, obstarat, dodat, vyzkouset, instalovat, pfedat
Kupujicimu a demonstrovat funkénost PFistroje do 5 mésicti ode dne uzavieni této Smlouvy,
nejpozdéji viak do 15. listopadu 2014.

Prodavajici neni opravnén v rdmci lhiity dle odst. 5.1 dodat Pfistroj dfive, neZ bude Kupujicim
informovan o pfipravenosti prostor pro instalaci.

VI.MiSTO DODANI A PREDANI ZBOZi

vil.

7.1

7.2

Mistem dodani a pfedani a pfevzeti Zbozi je mistnost €. F93 v budové F v aredlu Fyzikélniho
stavu AV CR, v. v. i., Cukrovarnickd 112/10, 162 00 Praha 6.

PRIPRAVENOST MISTA PREDANI

Prodavajici se zavazuje provést prohlidku mista pfedani ZboZi (instalace) a dle udinéného
zjisténi nejpozdéji 5 dnl od data podpisu Smlouvy pfedat Kupujicimu soupis podminek a
poZadavkil nutnych pro fadnou instalaci Pfistroje véetné poZadovanych parametrdl - napf.,
poZadavky na elektrické zasuvky, umisténi komponent aparatury, teplota v mistnosti, vibrace.
Podminky poZadované Prodavajicim nesmi vybocovat z podminek obvyklych pro instalaci
obdobnych védeckych zafizeni.

Prodavajici je povinen pisemné informovat Kupujiciho o pfesném terminu pro provedeni
instalace Pfistroje, a to alespoii 5 pracovnich dni pfedem tak, aby byl zachovén termin plnéni
dle Smiouvy.




7.3

7.4

Viil.

V dostatecném piedstihu pfed terminem pro provedeni instalace Pfistroje vyzve Kupujici
Prodavajiciho ke kontrole prostor pro instalaci ke spinéni podminek dle odst. 7.1, aby tak
mohly byt odstranény pfipadné nedostatky branici instalaci v terminu uvedeném v odst. 5.1.
O pfipravenosti mista predani pro instalaci sepi$i Smluvni strany zapis.

Kupuijici je povinen Prodavajicimu po uplynuti Ihiity dle odst. 7.2 umoZnit provedeni instalace
v prostorach pro instalaci. Kupujici si vyhrazuje pravo prodlouZit termin podie odst. 5.1
pisemnym oznamenim zaslanym Proddvajicimu na adresu uvedenou v &ldnku 1. této Smiouvy,
a to v pfipadé organizacnich divodi na své strané.

KUPNI CENA, FAKTURACE, PLACEN{

8.1

8.2

8.3

8.4

Kupni cena vychazi z Nabidky a Cini 15.970.000,- K¢, slovy:
patndctmiliontdevétsetsedmdesattisickorunceskych bez dané z pfidané hodnoty (déle jen
»Kupni Cena®). Daf z pfidané hodnoty vypofadaji Smluvni strany dle platnych préavnich
predpisQ.

Kupni Cena pfedstavuje maximalini zavaznou nabidkovou cenu Prodavajiciho a zahrnuje
veskeré pInéni Proddvajiciho smétujici ke spinéni pozadavkd Kupujiciho na faddné dodani ZboZi
dle této Smlouvy, veskeré naklady Proddvajiciho nutné k realizaci dodévky a k jejimu pfedéni,
veSkeré poplatky, cla a pojisténi jakoZ i vesSkeré néklady spojené s prevzetim, jakoZ i naklady
vzniklé v souvislosti s vytvofenim pfedmétu dudevniho vlastnictvi a se ziskdnim a udriovanim
ochrany takového pfedmétu dusevniho vlastnictvi.

Smluvni strany se dohodly, Ze Kupni Cenu je Prodavajici opravnén fakturovat za nésledujicich
podminek:

8.3.1 Prvni ¢ast Kupni Ceny odpovidajici 90 % z celkové Kupni Ceny ve vy3i 14.373.000,- Ké
bez DPH po podpisu pfeddvaciho protokolu dle odst. 10.6 Smiouvy, ktery stvrzuje plnou

funkénost instalovaného zafizeni bez drobnych vad a nedodélk.

8.3.2 Druhou &ast Kupni Ceny odpovidajici 10 % z celkové Kupni Ceny ve vysi 1.597.000,- Ké
bez DPH po podpisu Zavéreéné zpravy o Zkusebnim provozu dle odst. 12.3 Smlouvy.

Povinnou ndlezitosti dariovych doklad(i jsou zejména tyto tddaje:

8.4.1 obchodnifirma/néazev a adresa Kupujiciho dle zahlavi této Smlouvy
8.4.2 dafové identifikacni Cislo Kupuijiciho,

8.4.3 obchodni firma/nazev a adresa Prodavajiciho,

8.4.4 danové identifikacni Cislo Prodavajiciho,

8.4.5 evidencni Cislo dariového dokladu,

8.4.6 rozsah a pfedmét pinéni,

8.4.7 datum vystaveni dafiového dokladu,

8.4.8 ucltovana Cdstka, sazba DPH, ¢astka DPH, Gétovana Castka vé. DPH — vSe v K¢,



8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.4.9 Ccislo smlouvy.

Kupujici preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz.
Vystavené dafové doklady nesmi byt vrozporu s mezindrodnimi dohodami o zamezeni
dvojiho zdanéni, budou-li se na konkrétni pfipad vztahovat.

Lhidta splatnosti dafiovych dokladi je tficet (30) dni od data jejich doruéeni Kupujicimu (déle
jen "Lhita splatnosti"). Zaplacenim Gétované &astky se rozumi den jejiho odeslani na Géet
Prodavaijiciho.

Pokud dariovy doklad — faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami
stanovenymi Smlouvou nebo nebude spliiovat poZadované zidkonné ndleZitosti, je Kupujici
opravnén darniovy doklad Prodavajicimu vrétit jako nedplny k doplnéni, resp. nesprdvné
vystaveny k novému vystaveni, a to ve lhité péti (5) pracovnich dnii od data jeho dorudeni
Kupujicimu. Kupujici pfitom neni v prodleni s thradou Kupni Ceny nebo jeji ¢asti. Nova lhata
splatnosti zacne plynout dnem dorudeni opraveného nebo nové vyhotoveného dariového
dokladu Kupujicimu.

Dafiovy doklad dle odst. 8.3.1 musi byt doru¢en do podatelny Kupujiciho nejpozdéji do 15.
12. 2014 pod smluvni pokutou dle odst. 18.2.

Kupujici je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapoditat proti pohleddvkam Prodévajiciho
kteroukoli z plateb z diivodu:

8.9.1 neopravenych vad a nedodélkij,
8.9.2 Skody zplsobené Prodavajicim,
8.9.3 smiuvni pokuty a jiné majetkové sankce.

Prodavajici neni oprdvnén zapocitat zddnou svou pohledavku proti pohleddvce Kupujiciho
z této smlouvy.

IX. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

9.1

9.2

9.3

Prodavajici se zavazuje upozornit Kupujiciho na ptipadné prekazky na své strané, které mohou
negativné ovlivnit faddné dodani Pfistroje.

Kupujici ma pravo na informaci o rozpracovanosti Pfistroje.

OdchyIné od § 2126 OZ Smluvni strany sjedndvaji, Ze Proddvajici neni opravnén vyuZit
institutu svépomocného prodeje.

X. DODANi, INSTALACE, PREDANI A PREVZETI

10.1

10.2

Predmétem predavaciho fizeni je ovéfeni kompletace a funkénosti Pfistroje dle Priloh ¢. 1a 2
této Smlouvy.

Prodavajici na své naklady prepravi Pfistroj do mista pfedani a vtéZe |hité zahdji jeho
instalaci.



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Kupuijici je povinen umozZnit Proddvajicimu provedeni i instalaci a demonstraci Pfistroje kazdy
pracovni den v terminu od 7:30 do 18:00 hod.

Prodavajici zdokumentuje instalaci Pfistroje a provede zku3ebni test spocivajici v ovéFeni
technickych poZadavkl podle pfilohy €. 1 a 2 této Smlouvy formou méteni a3 5 vzorkd
dodanych Kupujicim a formou méfeni libovolného mnoistvi vzorkt dodanych Prodévajicim
dle jeho avahy.

Soudasti pfedavaciho Fizeni je preddni technické dokumentace vztahuijici se k Ptistroji, navod
k uZivéni, prohlaseni o shodé dodaného PFistroje a viech jeho souédsti se schvalenymi
standardy.
Piedavaci fizeni je ukonéeno vystavenim predavaciho protokolu obsahujiciho potvrzeni
o fadném predani Pfistroje a specifikaci provedenych testd {dale jen ,Pfeddvaci protokol”) s
témito povinnymi naleZitostmi:

e (daje o Prodavajicim, Kupujicim a subdodavatelich,

® popis Pfistroje, ktery je predmétem pieddni a prevzeti, véetné soupisu komponent,

e provedené zkusebni testy: druh, doba trvani, dosaZené parametry,

e seznam technické dokumentace véetné manudlu,

e vyhrada Kupujiciho tykajici se drobnych vad a nedodélkd,

e uréeni data zahajeni zkuSebni doby k ovéfeni dalSich parametr( (dale jen ,Zku3ebni
provoz”),

e prohlaseni Kupujiciho, zda dodavku prebird nebo nepfebira,

e datum podpisu protokolu o pfedéni a pfevzeti dodévky;

Pfeddni Pristroje nezbavuje Prodavajiciho odpovédnosti za $kody vzniklé v disledku vad.

Kupujici neni povinen pievzit Pfistroj, ktery by vykazoval vady a nedodélky, byt by samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebranily fddnému uZivani PFistroje. NevyuZije-li Kupujici svého
prava nepfevzit Pfistroj vykazujici vady a nedodélky, uvedou Prodavajici a Kupujici
v Pfeddvacim protokolu soupis zjisténych vad a nedodélkii, véetné zplsobu a terminu jejich
odstranéni. Nedojde-li v Pfedavacim protokolu k dohodé mezi Smluvnimi stranami o terminu
odstranéni vad plati, Ze tyto vady maji byt odstranény ve lh{ité 48 hodin ode dne pfedéni a
pfevzeti Pfistroje.

X1. SKOLENi ZAMESTNANCU KUPUJICIHO

111

11.2

Proddvajici se zavazuje zaskolit alespofi 4 zaméstnance Kupujiciho po dobu trvani 2 dnd.

Skolenim se rozumi poskytnuti vykladu o konstrukci a funkci Pfistroje, predvedeni obsluhy
Pristroje véetné postupd viech rutinnich méreni a ddrzby Pfistroje vykonavanych obsluhou

7



12.1

12.2

12.3

12.4

125

XHl.

Pfistroje, metodické vedeni a kontrola $koleného pracovnika/0 pfi praktickém nacviku obsluhy
a udrzby vykonavané obsluhou Pfistroje.

ZKUSEBNI PROVOZ

Po predani Pfistroje dle ¢lanku X. a zaSkoleni obsluhy zahaji Kupujici 30-ti denni Zkusebni
provoz.

Zku3ebni provoz slouZi k prokazani splnéni technickych parametrd dle Piloh ¢. 1 a 2 Smlouvy
a jinych parametri Pfistroje, které nelze prokazat provedenim funkéniho testu podle odst.
10.4.

O uspésném provedeni ZkuSebniho provozu Smluvni strany vystavi Zavérecnou zpravu o
Zku$ebnim provozu.

Zavérefnd zprava o ZkuSebnim provozu musi byt podepsidna obéma Smluvnimi stranami a
musi obsahovat vyjadreni, Ze Pfistroj funguje fadné a je bez vad a nedodélkd.

Soucasti zpravy bude soupis provedenych kontrolnich experimentd dekliarujici technické
specifikace a plnou funkci Pristroje.

ZAJISTENI TECHNICKE PODPORY FORMOU KONZULTACH

Proddvajici je povinen poskytovat Kupujicimu bezplatné konzultace a technickou podporu
vztahujici se k pfedmétu pinéni po dobu trvéni zidruéni doby. Prodavajici se zavazuje poskytnout
Kupujicimu konzultace a technickou podporu vztahujici se k predmétu plnéniiv pozdruéni dobé.

XIV. ZASTUPCI, OZNAMOVANI:

14.1

14.2

143

Prodavajici zmocnil tyto zdstupce odpovédné za fizeni realizace dodavky Pfistroje ake
komunikaci s Kupujicim:

Ing. Alexandr Gaba
e-mail: gaba@specion.biz
tel. +420 244 402 091

Kupujici zmocnil tyto zdstupce odpovédné za komunikaci s Prodavajicim pfi realizaci dodavky
a ke komunikaci s Prodavajicim:

Ing. Petr Jiticek, CSc.

e-mail: jiricek@fzu.cz

tel. +420 220 318 438

Veskerd oznameni u¢inénd mezi Smluvnimi stranami podle této Smlouvy musi byt vyhotovena
pisemné a dorucena druhé Smluvni strané osobné (s pisemnym potvrzenim o prevzeti) nebo
doporucenym dopisem (na adresy Kupujiciho a Prodévajiciho uvedené v ¢l | této Smlouvy), €i
jinou formou registrovaného postovniho nebo elektronického styku s elektronickym
podpisem na adresu e-podatelna@fzu.cz v pfipadé Kupujiciho a info@specion.biz v pFipadé
Prodavajiciho.



14.4

Ve vécech odbornych nebo technickych (jednani o pfedvedeni Pfistroje, oznameni potfeby
zéruéniho, mimozérucniho a pozaruéniho servisu apod.) je pfipustna elektronickd komunikace
prostfednictvim zastupcl ve vécech technickych na e-mailové adresy uvedené v odst. 14.1 a
14.2.

XV. UKONCENI SMLOUVY, VY33i MOC:

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Tuto Smlouvu Ize ukoncit splnénim, dohodou Smluvnich stran nebo odstoupenim od Smiouvy
z dlivodul stanovenych v zékoné nebo ve Smlouvs.

Kupujici je opravnén od Smlouvy odstoupit bez jakychkoliv sankci na jeho strang, nastane-li
nékterd z nize uvedenych skuteénosti:

PFistroj nebude dodén dle odst. 5.1 Smlouvy,

. pfi pfedavani Pfistroje nebudou splnény technické parametry dle poZadované technické

specifikace a podminky dle Pfilohy ¢ 1 a 2 a technickych norem nebo tento nedostatek bude
zjistén v pribéhu Zkusebniho provozu,

vyjdou najevo skuteénosti svédcici o tom, ze Prodavajici nebude schopen Pfistroj dodat,

. Kupujicimu nebude udélena finanéni podpora k realizaci zakazky nebo bude podpora kracena

¢i odloZena a Kupuijici pres veskeré Usili nezajisti jiny zdroj financovani,
Prodavajici nebude spliiovat kvalifikaéni pfedpokiady dle Zaddvaci dokumentace,

pfedany Pfistroj bude vykazovat vady, pro které jej Kupujici nebude moci prokazatelné uZivat
vice jak 60 dnli (doba zavad) béhem 3esti po sobé jdoucich mésicli zaruéni daby.

Prodavajici je oprdvnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze Kupujici je v prodleni se
zaplacenim faktury delSim neZ 2 mésice s vyjimkou ptipadd, kdy Kupujici nezaplatil fakturu
z divodu vad dodaného ZboZi nebo poruseni Smlouvy Prodavajicim.

Uginky odstoupeni od Smiouvy nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni jedné Smluvni
strany o odstoupeni od Smlouvy druhé Smluvni strané. Strana, které bylo pfed odstoupenim
od Smlouvy poskytnuto plnéni druhou stranou, toto plnéni vréti.

Za okolnost vyluéujici odpovédnost se povazuje prekaZka, jeZ nastala nezavisle na vili povinné
Smluvni strany a brani ji ve spInéni jeji povinnosti, jestliZe nelze rozumné predpokladat, Ze by
povinna Smluvni strana tuto pfekazku nebo jeji nasledky odvratila nebo pfekonala, a déle, e
by v dobé vzniku zdvazku tuto prekdzku pfedvidala. Odpovédnost nevyluéuje prekdika, kterd
vznikla teprve v dobé, kdy povinnd Smluvni strana byla v prodleni s plnénim své povinnosti,
nebo vznikla z jejich hospodafskych pomérh. Uginky vyluéujici odpovédnost jsou omezeny
pouze na dobu, dokud trva prekazka, s niZ jsou tyto ucinky spojeny.

Nastane-li pfipad vyssi moci, budou terminy stanovené Smlouvou prodiouZeny o dobu
odpovidajici dobé trvani pfipadu vy3si moci.



XVI. POJNISTENI

Prodavajici se zavazuje pojistit ZboZi proti veskerym rizikim, a to ve vydi ceny Zboii a po dobu
vymezenou zahdjenim pfepravy aZ do pfedani Kupujicimu. V pfipadé porugeni této povinnosti
odpovidé Prodavajici za vzniklou $kodu. Prodavajici je povinen na #adost Kupujiciho pozadované
pojisténi doloiit.

Xvil.

171

17.2

17.3

17.4

175

17.6

17.7

17.8

z

ZARUKA, POZARUCNI A MIMOZARUCNI SERVIS

Prodavajici poskytuje Kupujicimu zaruku za jakost dodaného Ptistroje jako celku po dobu 18
mésicd. Zaruka za jakost potind béZet dnem ndsledujicim po podpisu Zavéreéné zpravy o
ZkuSebnim provozu dle odst. 12.3.

Prodévajici se zavazuje zajistit bezplatny servis a pravidelné servisni prohlidky v rozsahu
stanoveném vyrobcem, nejméné vSak 2x roéné, po celou dobu zaruéni doby dle této Smlouvy,
v€etné oprav, dodavky nadhradnich dil(i a dopravy a prace servisniho technika.

Zjisti-li Kupujici zavadu, vyzve Prodavajiciho k jejimu odstranéni na adrese: info@specion.biz .
Proddvajici je povinen do 48 hodin od pfijeti ozndmeni vadu kvalifikované posoudit a
navrhnout Fegeni, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Prodavajici je povinen odstranit vady uplatnéné v zéruéni dobé ve Ihiité 7 pracovnich dnii ode
dne pfijeti reklamacniho oznameni. V p¥ipadé vady nikoli b&%né je Prodavajici povinen provést
opravu v dobé obvyklé charakteru vady. Naklady souvisejici s opravou véetné piepravného a
cestovného vidy hradi Prodavajici.

Opraveny Pfistroj pfedd Prodavajici Kupujicimu na zakladé pfedavaciho protokolu o opravé
vady (dale jen ,Protokol o opravé vady”) obsahujiciho potvrzeni obou Smiluvnich stran, 7e
Pfistroj byl zbaven vad.

Na opravenou €ast zboZi se vztahuje zéru¢ni doba dle odst. 17.1 a po¢ind bé&%et dnem
odstranéni vady Pfistroje dokumentovaného podpisem Protokolu o opravé vady opravnénymi
zdstupci obou Smluvnich stran.

Prodavajici prohlasuje, Ze zajisti mimozarucni servis po dobu trvani zaruky a pozaruéni servis,
jehoZ délka je omezena uplynutim 5 let ode dne néasledujiciho po uplynuti zaruky; servisni
podminky jsou totoiné s ustanovenimi tohoto €lanku s vyjimkou bezplatnosti. Cena servisu
nesmi pfekrocit cenu obvyklou pro plnéni obdobného druhu. Odst. 18.5 se vztahuje i na
pozarucni servis.

Prodavajici se zavazuje po dobu trvéni pozaruéniho servisu poskytovat bezplatnou aktualizaci
softwaru pro oviddéni spektrometru a pro vyhodnocovani spekter.

XVIIl. SMLUVNI POKUTY

18.1

18.2

Kupujici je oprdvnén uplatnit vii¢i Prodévajicimu smluvni pokutu ve vy3i 0,2% z Kupni Ceny za
kaZzdy den prodleni s dodénim Pfistroje dle ¢lanku V. této Smlouvy.

Kupujici je opradvnén uplatnit vi¢i Prodévajicimu smluvni pokutu ve vy$i 100.000,-K¢ z Kupni
Ceny za prodleni s doddnim fadné vystaveného dafiového dokladu pFesahujici termin 29. 12.
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18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

XIX.

XX.
20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

2014.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy dle odst. 15.2 pism. b Smlouvy je Kupujici opravnén
uplatnit vii¢i Proddvajicimu smluvni pokutu ve vy3i 30% Kupni Ceny.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy dle odst. 15.2 pism. f Smlouvy je Kupujici opravnén uplatnit
vi¢i Prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 20% Kupni Ceny.

V pfipadé prodleni Prodavajiciho s provedenim ziruéni opravy je Kupujici opravnén uplatnit
vici Prodavajicimu smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K€ za kaZdy den prodleni.

Kupujici je povinen zaplatit Prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z dluZné &astky za
kaZzdy zapocaty kalendarni den prodleni v pfipadé prodleni s dhradou Kupni Ceny.

Smluvni pokuta je splatné do 30 dni ode dne odeslani vyzvy k zaplaceni.

Zaplacenim smiuvni pokuty nejsou dotéeny naroky smiuvnich stran na ndhradu $kody, pouZiti
ustanoveni § 2050 OZ je vylouceno.

SPORY

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy ¢i z pravnich vztahd s ni souvisejicich budou Smluvni strany
fedit jednanim. V pfipadé, Zze nebude moZné spor urovnat jedndnim ve [haté Sedeséti (60) dndl,
bude takovy spor rozhodovat na névrh jedné ze Smiuvnich stran soud v Ceské republice, jehoz
mistni pFisluSnost je uréena sidlem Kupujiciho.

ZAVEREECNA A JINA UJEDNANI

Smlouva pfedstavuje Gplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujicim a Prodavajicim.

Pokud se jakékoliv ustanoveni této Smlouvy pozdéji ukdze nebo bude uréeno jako neplatné,
nedcinné nebo nevynutitelné, pak takova neplatnost, neddinnost nebo nevynutitelnost
nezplsobuje neplatnost, neddinnost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako cetku. V takovém
pfipadé se Smluvni strany zavazuji bez zbyteéného prodleni nahradit po vzajemné dohodé
neplatné, ned€inné nebo nevynutitelné ustanoveni Smlouvy novym ustanovenim, jez nejbliZe,
v rozsahu povoleném pravnimi pfedpisy Ceské republiky, odpovida imysiu Smiuvnich stran
v dobé uzavreni této Smlouvy.

Tato Smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem svého podpisu opravnénymi osobami obou
Smluvnich stran.

Tuto Smlouvu Ize doplnit nebo ménit vyluéné formou pisemnych oéislovanych dodatkd,
opatienych ¢asovym a mistnim uréenim a podepsanych opravnénymi zastupci Smiuvnich
stran. Smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 564 OZ vyslovné vylucuji provedeni zmén

Smlouvy v jiné formé.

Tato Smlouva je sepsdna ve (tyfech (4) vyhotovenich, z nichZ kazdé vyhotoveni mé povahu
origindlu. KaZzda ze Smluvnich stran obdrZi po dvou (2) vyhotovenich.

Nedilnou souéasti Smlouvy jsou tyto pFilohy:
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Ptiloha ¢. 1: Zadévaci dokumentace
Ptiloha €. 2:  Technickd specifikace
a) Technickd specifikace Kupujictho k Pfistroji (predlozeno Kupujicim, pfi
podpisu smlouvy doloZi Kupuijici)
b) Nabidka Prodavajiciho v rozsahu &sti, kterd technicky popisuje Pfistroj
véetné vyjadieni k hodnoticim kritériim B. — D.
Pfiloha¢.3:  Seznam subdodavateld, jimz bude za plnéni subdodévky uhrazeno vice nes 10%
z Kupni Ceny v¢. souvisejicich dokumentd

20.7  Prodavajici se zavazuje, Ze po dodani PFistroje dle této Smlouvy poskytne Kupujicimu
soucinnost, aby Kupujici mohl dostat svym povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho
Zadost poskytne seznam subdodavateld, jimZ bylo za plnéni subdodéavky uhrazeno vice ne?
10% z Kupni Ceny.

20.8  Smluvni strany stvrzuji Smlouvu podpisem na dikaz souhlasu s celym jejim obsahem.

VPraze dne £J- & . 2014 v_Praze dne_ .G 014
Za: FyzikéIni dstav AV CR, v. v. i. Za: SPECION, s.r.0.
prof. Jan Ridky, DrSc. Ing. Alexandr Géba
feditel jednatel
‘ PECIONsro.

Bud&jovicka 1998/55
140 00 Praha 4
14:48112836 DIC:CZ48112836
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PRILOUA C 1

'PREDPISU (DALE JEN ,,ZVZ¥)

ZADAVACI DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z&KONA
¢. 137/2006 SB., O VEREJNYCH ZAKAZKACH VE ZNENi POZDEJSICH

[1. NAZEV VEREJNE ZAKAZKY

!

| Nazev vefejné zakazky:

Multifunkéni fotoelektronovy spektrometr s
rychlym vkiadanim vzorki, kompenzaci

povrchového naboje a hloubkovym profilovanim

polovodiéovych a organickych materiéld,

nanostruktur a funkcionalizevanych povrchu

| 2. IDENTIFIKAGNI UDAJE ZADAVATELE

Obchodni firma nebo nazev / obchodni firma
nebo jméno a prijmeni:

Fyzikalni Gstav AV CR, v. V. i.

Sidlo / misto podnikani / misto trvalého
pobytu (pfip. doru¢ovaci adresay).

Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8

LIG:

| 68378271

§ Osoba opravnéna jednat jménem &i za
| zadavatele:

doc. Jan Ridky, DrSc., feditel

3. KLASIFIKACE PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Druh verejné zakazky:
Druh zadavaciho fizeni:

vefejna zakazka na dodavky
oteviené nadlimitni fizeni

| Nazev CPV

Mérna jednotka Mnozstvi

| Spektrometry

38433000-9

| ks 1

[ 4. PREDPOKLADANA HODNOTA VEREJNE ZAKAZKY

Predpokladana hodnota vefejné zakazky:

17 355 000,- K& bez DPH

Vzhledem k omezené vysi dotace je limitni a nejvy$e pfipustna nabidkova cena 21 000 000,- K&
véetné DPH. Nabidka s vy33i nabidkovou cenou bude vyfazena a uchaze¢ vylouden ze zadavaciho

fizeni.



Pfedmétem vefejné zakazky je dodavka védeckého pfistroje - multifunkéniho fotoelektronového
spektrometru,

Predmét pinéni verejne zakazky je detailné vymezen vzorem Smlouvy, ktery tvofi pfilohu & 1 teéto
zadavaci dokumentace.

6. TECHNICKE PODMINKY DLE § 45 ZvZ, JE-LI TO ODUVODNENO PREDMETEM VEREINE
. ZAKAZKY .

Soutasti zadavacich podminek jsou minimaini technické poZadavky uvedené v Priloze ¢&. 2 a) vzoru
Smlouvy, ktera tvofi prilohu této zadavaci dokumentace. Je povoleno kvalitativné stejné nebo vy$§§i
feSeni, nez je popsano v technické specifikaci, vzdy ale musi byt spinény minimalni poZadavky dané
touto specifikaci.

7. OBCHODNi PODMINKY, VEETNE PLATEBNIGH PODMINEK, . PRIPADNE TEZ
____ OBJEKTIVNICH PODMINEK, ZA NICHZ JE MOZNO PREKROCIT VY$i NABIDKOVE CENY

Zavazné obchodni podminky véetné platebnich podminek, pfipadné téz objektivnich podminek, za
nichZ je mozno prekrogit vy$i nabidkové ceny, jsou uvedeny ve vzoru Smiouvy, ktery je sougasti této
zadavaci dokumentace.,

8.1 Pozadavek zadavatele na pojisténi pfedmétu pinéni

PoZadavek zadavatele na pojisténi pfedmétu pinéni je uveden ve vzoru Smiouvy, ktery je soudasti
teto zadavaci dokumentace.

10.1. Pozadavky na zplsob zpracovani nabidkove ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy, ktera je
soucasti této zad&vaci dokumentace.

10.2. Uchazed stanovi nabidkovou cenu za cely pFedmét plnéni vefejné zakdzky v souladu se
zadavacimi podminkami.



11.1. Pozadavek zadavatele na garanci pozaruéniho servisu a nahradnich dilu

Zadavatel po2aduje, aby uchazeti garantovali zajisténi pozéru¢niho servisu, vEetné nahradnich dild,
v cenach nepfevysuijicich ceny obvyklé, 5 let po uplynuti zaruéni doby. Tento poZadavek zadavatele je
blize uveden ve vzoru Smlouvy, ktera je pfilohou této zadavaci dokumentace.

11.2. PfedloZeni dokladu souvisejicich s nabizenym pfedmétem pinéni

Uchazet ve své nabidce predloZi pfislusné technologické listy a specifikace parametri nabizeného
pfedmétu pinéni v Eeském nebo anglickém jazyce (jind jazykova mutace je nepfipustna) a z téchto
dokument(l uéini souéast PFilohy &. 2 b) vzoru Smiouvy. Z pfedloZzenych dokumentl musi byt zfejme
spIn&ni minimalnich technickych parametri uvedenych v Pfiloze &. 2 a) vzoru Smiouvy.

' 11. POZADAVKY NA KVALIFIKACI

Podrobna specifikace poZadavkl zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikagni dokumentaci,
ktera tvofi prilohu ¢. 2 této zadavaci dokumentace. Kvalifikagni dokumentace upravuje podrobnym
zplisobem vymezeni a zplisob proké&zani kvalifikaénich predpokladd.

Zakladnim kritériem hodnoceni je ekonomicka vyhodnost nabidky.

Nabidky uchazetl, které splni v8echny minimalni technické parametry, budou hodnoceny
nasledovné:

Pro hodnocen| nabidek pouZije hodnotici komise bodovaci stupnici v rozsahu 0 az 100 bodil. Kazdé
jednotlivé nabidce je dle dil&iho hodnoticiho kritéria pfidélena bodovéa hodnota, ktera odrazi dspésnost
pfedmétné nabidky v ramci ditciho kritéria. Body za jednotliva dili kritéria se nasledné sectou.

Jako nejvhodné&jsi bude hodnotici komisi hodnocena nabidka, ktera ziska na zakladé vyse uvedeneho
postupu nejvyssi pocet bodd.

Jednotlivym dilgim hodnoticim kritériim jsou zadavatelem stanoveny body dle jejich dilezitosti pro
konkrétni zadavaci fizeni tak, Ze jejich soucet je celkem 100.

Dil¢i hodnotici kritéria:

A. Celkovéa nabidkova cena bez DPH maximalni poéet bodl 32
B. Celkova kvalita a technické parametry maximaini po¢et bodd 30
C. Garantovana citlivost, energetické a lateralni roziiseni maximalni po&et bodl 25
D. Vlastnosti klastrového zdroje Ar iontll maximalni pocet boda 10
E. Déika zaruéni doby maximaini po¢et bodl 3

Pfi pfidélovani bodd pro kritéria A, B, C, D a E se bude postupovat podle nasledujicich pravidel:




Ad A.) V ramci dil¢iho hodnoticiho kritéria A bude hodnocena celkova vySe nabidkové ceny za celé
pInéni pfedmétu vefejné zakazky v K& bez DPH. Pridéleni bodi konkrétni nabidce bude stanoveno
nasledujicim zplsobem:

nejnizsi nabidkova cena v K& (bez DPH)
pocet prid&lenych bodi = 32 x

nabidkova cena hodnocené nabidky v K& (bez DPH)

Ad B.) V ramci dil¢iho hodnoticiho kritéria B bude hodnocena celkova kvalita a technické parametry
nabizeného pfistroje. Body pfidéleny die nasledujici tabulky:

hod . t hodnoceni: pfidélené body
odnoceny parametr odpovéd ano/ne | ano o
1 Potitacem fizena Uhlové rozlisena fotoemise 3 0
: (ARXPS)
- MozZnost provadét paraleini Uhlova méteni 2 0
' (paraliel angle-resolved XPS)
3 Méfeni rozlozeni prvkil po povrchu vzorku (chemical | 4 0
| mapping)
4 Dalsi anoda k monochromatickému zdroji nebo zdroj 6 0
’ nemonochromatického rtg zafeni s dualini anodou
5 Zafizeni pro kompenzaci povrchového naboje 4 0
6. | Vyhfivani vzorku na manipuldtoru nebo ve vkiadaci | 3 .
’ | komore _
7 Chlazeni vzorku na manipulatoru nebo ve vkladac! | 1 0
; komore !
8 Systém pro vizualni nastaveni mista analyzy na J 2 0
' vzorku
9 Uzavieny chladici okruh pro chlazen| dilezitych ‘ [ 2 ' 0
' | sou¢asti pristroje | g
10 Vkladaci komora umoznujici viozeni vzorkt do/ ;l 2 0
" |z analytické komory bez porugeni UHV | 1
11 Na vkiadaci komote jsou umistény pfiruby pro ! ! 1 0
" | pfipojeni dal$ich zafizeni | |
19 | Sougasti komory bude priruba pro pfipojeni | f 1 .
" | preparacni komory ' j |

Ad C.) V ramci dil¢iho hodnoticiho kritéria C budou hodnoceny garantovang citlivost, energeticke a
later&ini rozli$eni nabizeného pristroje. Citlivost je testovana na vzorku Ag (fotolinie Ag 3d5’2).
Fotoelektrony jsou buzeny monochromatickou AlKa &arou. Hodnoceni citlivosti bude nasledyjici:

Pfi analyze véts( oblasti povrchu vzorku (o priiméru = 100um) a pii energetickém rozligeni 0.6 eV
bude garantovana citlivost hodnocena takto:

Nabidka s nejvyssi garantovanou citlivosti................. 7 bodq.

Nabidka s nejnizsi garantovanou citlivosti.................. 2 body.

Ohodnoceni body u nabidek s garantovanou citlivosti mezi nejvys$i a nejnizsi nabizenou

garantovanou citlivosti bude provedeno linearni interpolaci.



Pfi analyze z mensi oblasti povrchu vzorku (0 prameru < 20um) a pii energetickém rozliseni 0.6 eV
bude garantovana citlivost hodnocena takto:
Nabidka s nejvyssi garantovanou citlivosti.................7 bodu.

e

garantovanou citlivosti bude provedeno linearni interpolaci.

Energetické rozliseni mé&¥ené na sifce fotoelektronové linie (FWHM) Ag 3d*? bude hodnoceno takto:
Nabidka s nejvyssi garantovanou hodnotou energetického roziiseni.............. 6 bodl.

Nabidka s nejniz&i garantovanou hodnotou energetického rozliseni............... 2 body.

Ohodnoceni body u nabidek s hodnotou garantovaného energetickeho rozliseni mezi nejvyssi a
nejnizéi nabizenou hodnotou garantovaného energetického rozlideni bude provedeno linearn(
interpolaci.

Lateralni rozli$eni pfi mapovani rozloZeni prvk( na povrchu vzorku bude hodnoceno takto:

Nabidka s nejvyssi garantovanou hodnotou lateralniho rozlisent.............. 5 bodu.

Nabidka s nejnizsi garantovanou hodnotou lateréiniho rozliseni............... 2 body.

Ohodnoceni body u nabidek s garantovanou hodnotou lateréiniho rozliSeni mezi nejvyssi a nejnizsi
nabizenou garantovanou hodnotou laterainiho rozlieni bude provedeno linearni interpolaci.

Ad D.) V ramci diléiho hodnoticiho kritéria D budou hodnoceny viastnosti klastroveho zdroje Ar iontd,
kterym bude nabizeny pfistroj vybaven. Pfidéleni bodd, ktereé charakterizujf vlastnosti iontového déla,
bude provedeno dle nasledujici tabulky:

e hodnoceni: pridélené body
- el il odpovéd’'ano/ne | ano | ne

Klastrovy iontovy zdroj poskytuje také monoatomarni '

1. : 3 0
ionty

2 Pfi energii monoatomarnich iont v intervaiu 0,3 - 9 0

' 0,5 keV je velikost proudu iontl vétsi nez 100 nA

Klastrovy iontovy zdroj generuje klastry iontl

3. sloZzené z Ar atom(. Klastry o energii 2 10 keV i &45 0
obsahuji minimalng 1000 a2 2000 atomu |

Ad E.) V ramci diléiho hodnoticiho kritéria E bude hodnocena délka zaruéni doby poskytnuta na dilo
v mé&sicich. Minimalni délka zaru&ni doby je 12 mésicl (tzn. nabidka s krat$i zaruéni dobou bude
vyFazena a uchazeé vylougen ze zadavaciho fizeni). Pridéleni bod konkrétni nabidce bude
stanoveno nasledujicim zplisobem:

délka zaruéni doby hodnocené nabidky
pocet pridélenych bodl = 3 x

nejdeldi nabidnuta zaruéni doba

Uchaze& uvede Gdaje, které jsou pfedmétem hodnoceni, do vzoru Smilouvy a jeho Pfilohy €. 2 b) (vzor
Smlouvy v&etné& priloh tvofi piflohu &. 1 této zadavaci dokumentace).

Uchazeé neni opravnén podminit jim navrhované udaje, které jsou pfedmétem hodnoceni, dalsi
podminkou. Podmin&ni nebo uvedeni né&kolika rozdilnych hodnot je davodem pro vyfazeni nabidky



a vylouceni uchazete ze zadavaciho fizeni. Obdobné bude zadavatel postupovat v pripadé, e dojde
k uvedeni hodnoty, ktera je piedmétem hodnocent, v jiné veli€ing & formé nez zadavatel stanovil.

13. POZADAVEK NAPO_SKYINUT_IJIST_OT!

Zadavatel jistotu nepozaduje.

14.1. Nabidka bude prediozena voriginale a vjedné kopii v pisemné formé a dale rovnas
v elektronické formé na vhodném meédiu (CD), v ¢eském jazyce.

Pozadavek na dolozeni kopie nabidky je pouze doporuéujictho charakteru; jeho nespinéni
nebude povazovano za diivod k vyfazeni nabidky a vylouceni uchazede ze zadavaciho
fizeni.

14.2, Nabidka nebude obsahovat pfepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

14.3.  Vaechny listy nabidky véetné pfiloh budou rfadn& ocislovany vzestupnou &iselnou Fadou
a nabidka bude zajisténa proti neopravnéné manipulaci.

14.4. Uchazed pouzije pofadi dokument specifikované v nasledujicich bodech téchto pokyni pro
zpracovani nabidky:

14.4.1. Kryecf list nabidky.
Na krycim listu, ktery tvoti pfilohu &. 3 této zadavaci dokumentace, budou uvedeny
nasledujici Udaje: nazev vefejné zakazky, zakladni identifika&ni Udaje zadavatele a
uchazece (v&etné osob zmocnénych k dalsim jednanim), nabidkova cena v Clenéni
podle zadavacf dokumentace, datum a podpis osoby opravnéné jednat za uchazete.

14.4.2. Obsah nabidky.

Nabidka bude opatfena obsahem s uvedenim &isel stranek u jednotlivych oddilg
(kapitol).

14.4.3. Podepsany navrh Smiouvy.

Soucasti zadavacich podminek je vzor Smiouvy. Uchazeg pouze doplni poZadované
chyb&jici adaje vé. pozadovanych pfiloh a Smiouvy podepsanou osobou
opravnénou jednat jménem & za uchazede uini sou&asti nabidky jako navrh
Smilouvy. Smlouva musi po obsahové strance odpovidat obsahuy nabidky uchazedce.
Pokud Smlouva nebude odpovidat ostatnim &astem nabidky uchazede, bude tato
skute¢nost divodem pro vyfazeni nabidky a vylougeni uchazese. Pokud jedna
jménem ¢&i za uchazete jina osoba odlidna od osoby opravnéné jednat, musi byt
soucasti navrhu Smlouvy pina moc opraviujici tuto osobu k jednani. Tato plna moc
musi byt pfedlozena v originale nebo v ufedné ovéfens kopii.

14.4.4. Dokiady a dokumenty k prokazani spInéni kvalifikace.

14.4.5. Doklady pozadované v souladu s § 68 odst. 3 ZvZz:



s Seznam statutarnich organl nebo ¢&lenli statutarnich organh, ktefi v poslednich
3 letech od konce lhaty pro podani nabidek byli v pracovn&pravnim, funk&nim
¢i obdobném poméru u zadavatele podepsany osobou opravnénou jednat jménem
éi za dodavatele;

e ma-li dodavatel formu akciové spoleénosti, seznam vlastnikll akcii, jejichZ souhrnna
jmenovitd hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihité pro
podani nabidek podepsany osobou opravnénou jednat jménem &i za dodavatele;

s prohlaseni uchazete o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakazanou dohodu podle
zvlastnino pravniho pfedpisu v souvislosti se zadavanou vefejnou zakazkou
podepsany osobou opravnénou jednat jménem &i za dodavatele.

Zadavatel poskytuje vzor ¢estného prohlaseni dle § 68 odst. 3 ZVZ v priloze &. 4 této
zadavaci dokumentace.

14.4.6. Ostatni doklady a dokumenty pozadované zadavatelem.

151 Uchaze¢ nema pravo na nahradu nakladl spojenych s (&asti ve verejné zakazce.

15.2  Nablidky se uchazedim nevraceji a zlistavaji zadavateli jako sousast dokumentace o zadani
vefejné zakazky.

15.3  Podanim nabidky uchaze¢ stvrzuje, Ze se vplném rozsahu sezndmil se zadavaci
dokumentaci v&etn& vSech pfiloh k této vefejné zakazce, Ze je mu jejich zadani srozumitelné
a jasne, pfed podanim nabidky si vyjasnil veskera sporna ustanoveni nebo technické
nejasnosti a s podminkami zadani souhlasi a respektuje je.

15.4  Podanim nabidky uchazeg stvrzuje, e je vazan celym obsahem prediozene nabidky, a to po
celou dobu b&hu zadavaci Ihity.

15.56  Zadavatel si vyhrazuje pravo ovéfit informace obsazené v nabldce u tretich osob.

15.6  Pokud zadavatel zrusi zadavaci fizeni, nevznika dodavatelim vigi zadavateli jakykoliv
narok.

16. DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM

Zadost o dodatecné informace k zadavacim podminkam je mozno dorudit pisemné (e-mail, posta)
nejpozdeji 6 pracovnich dnl pred uplynutim Ihity pro podani nabidek, kontaktni osoba: Mgr. Vaclav
Kafka, tel: +420 266 05 2751, e-mail: kafkav@fzu.cz.

Zadavatel stanovuje, Ze pro pravni jistotu zadavaciho Ffizeni musi byt veskerd komunikace se
zadavatelem realizovana pouze pisemnou formou (e-mail, posta). Jakykoliv jiny zplisob (napf. osobni
jednani, telefonicky) je vylouéen.

Dodate¢né informace k zadavacim podminkam véetn& presného znéni pozadavku budou odeslany
nejpozdéji do 4 pracovnich dnli ode dne doruden! pozadavku dodavatele dle § 49 odst. 1 ZVZ.
Dodate¢né informace k zadavacim podminkam véetng pfesného znéni pozadavku budou uvefejnény
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stejnym zplisobem, jakym zadavate! uvefejnil textovou Cast zadavaci dokumentace nebo kvalifikaéni
dokumentaci.

17. PROHLIDKA MISTA PLNENi _ : con aweal L

Prohlidka mista pin&ni vefejné zakazky nebude vzhledem k povaze pfedmétu pinéni vefejné zakazky
uskuteéné&na.

- 18. LHUTA A MISTO PRO- PODANI NABIDEK

Lhiata pro podani nabidek: Datum: 14. 4. 2014  Hodina: 10:00

Adresa pro podani nabidek: Fyzikalni ustav Akademie v&d CR, v. v. i, Na Slovance
1999/2, 182 21 Praha 8

Misto pro osobni doruéeni nabidek: podatelna v pfizemi u hlavniho vchodu do budovy Fyzikalniho
ustavu AV CR, v.v.i,, Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
(vchod z ulice Pod Vodarenskou vézi 1)

Uchazeé poda nabidku v souladu s § 69 ZVZ. Nabidku miize uchaze dorugit po celou dobu lhity pro
podéni nabidek vzdy v pracovnich dnech od 7:30 hodin do 15:15 hodin, na misto pro osobni doruceni
nabidek. Nabidka musi byt dorucena v fadné uzaviené obalce oznatené nazvem vefejné zakazky,
napisem ,NABIDKA - NEOTEVIRAT" a adresou uchazete, na niz je mozZné zaslat oznameni podle §
71 odst. 6 zékona.

19. OTEVIRANi OBALEK S NABIDKAMI

Termin otevirdni obalek s nabldkami je stanoven na 14. 4. 2014 v 10:00 hodin. Mistem otevirani
obalek je zasedacl mistnost v sidle zadavatele, na adrese Fyzikalni tstav AV CR, v.v.i., Na Slovance
1999/2, 182 21 Praha 8.

Prtomni budou zastupci zadavatele, ¢lenové hodnotici komise pro otevirani obalek a fakultativné
zastupce za kazdého uchazele, ktery poda nabidku (max. jedna osoba za jednoho uchazecCe).
Zastupce uchaze&e se musi prokazat plnou moci opraviiujici jej k ucasti na otevirani obdlek za
uchazede, neni-li sam osobou opravnénou jednat.

ST ——

Zadavatel stanovuje délku zadavaci thity 6 mésict od okamziku skon&eni Ihlity pro podani nabidek.

o Pfiloha ¢. 1 — Smiouva (vzor)

¢ Pfiloha &. 2 — Kvalifikaéni dokumentace

o Pfilloha & 3 — Kryci list nabidky (vzor)

o Priloha &. 4 — Cestné prohlaseni uchazede dle § 68 odst. 3 (vzor)

e Priloha &. 5 — Cestné prohlaseni uchazeée o ekonomické a finanéni zpUsobilosti (vzor)




¢ Priloha &. 6 — Cestné prohlageni k prokazani spinéni zakladnich kvalifikacnich pfedpokladd (vzor)

V Praze dne 24. 2. 2014

o, Q/Z}

doc. Jan ﬁédky, DrSc., feditel



PRILGHA £ 24)
FyzikaIni dstav AV CR, v. v. i.
,Multifunkéni fotoelektronovy spektrometr s rychlym vkladanim vzorkd, kompenzaci povrchového
naboje a hloubkovym profilovanim polovodi¢ovych a organickych materidl, nanostruktur a
funkcionalizovanych povrcht*
P¥iloha &. 2 a) - Technicka specifikace Kupujiciho k pfedmétu plnéni:
Multifunkéni_fotoelektronovy spektrometr s rychlym vkladdnim vzorkd, kompenzaci povrchového

naboje a hloubkovym profilovdnim polovodiéovych a organickych materidld, nanostruktur a
funkcionalizovanych povrcht

Ugel zafizeni

Ucelem pofizovaného zafizeni je vyzkum povrchovych vlastnosti anorganickych a organickych
materidld. ZaFizeni (spektrometr) musi dovolit provadéni rutinnich XPS analyz kovd, polovodicQ,
izolantd, polymer( a praskovych vzorkd. Rutinni analyzou se mysli ziskdvani informaci o kvalitativnim
a kvantitativnim zastoupeni prvk( na povrchu studovaného vzorku a rovnéz informace o chemickém
stavu prvk(. XPS analyza musi byt provadéna s vysokym energetickym a thlovym rozliSenim z malé
plochy vzorku. Spektrometr musi umoZnit chemické mapovéani rozloZzeni prvkd na povrchu
zkoumanych latek. Pfi pouZiti pfipojeného iontového déla musi mit spektrometr moZnost méfeni
hloubkovych koncentraénich profild.

Predmétem zakazky je zafizeni, které v souladu s § 46 odst. 4 ZVZ zahrnuje nasledujici soucasti
a spliuje technické podminky:

1. Pro buzeni fotoelektronl mus{ byt spektrometr vybaven vykonnym monochromatickym
AlKa zdrojem doplnénym o pfidavnou anodu nebo o dal$i nemonochromatizovany zdroj.

2. Energetické rozliseni pro XPS spektroskopii musf byt lepsi nez 0.6 eV (mé&feno na vzorku
Ag pro fotoelektronovou linii Ag 3d5ﬂ).

3. Intenzita Ag 3d™* linie musi byt rovna nebo vy$$i neZ 100 kcps pfi rozlideni lep$im ne? 0.6
eV a pro analyzovanou plochu o priiméru > 100 um. Pro analyzovanou plochu o priméru
< 20 um a pro rozliseni lepsi neZ 0.6 eV poZadujeme intenzitu 2 2 kcps pro stejnou
fotoelektronovou linii.

4, Systém musi umoZzfiovat méfeni rozloZeni prvkl po povrchu vzorku (chemical mapping).
Laterarni rozliseni musi byt lepsi nez 15 um.

5. Manipuldtor s drzdkem vzorku musi umoZnit minimélné 3 translace (X, Y, Z), rotaci a
naklon vzorku. Jednotlivé pohyby musi byt fizené pomoci oviddaciho softwaru.

6. Spektrometr musi dovolovat pocitatem fizené méfeni Uhlové zavislych spekter
v Ghlovém intervalu od normélové emise (0°) aZ po Ghel 60°.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Uchyceni vzorku na manipuldtoru musi byt takové, aby dovolovalo méfit i vzorky
praskovitého charakteru.

Tlak v méFici komote po vypékani musi byt lepsi ne? 8x10"° mbar.

Z divodu Fadného odstindni magnetického pole musi byt komora spektrometru
vyrobena z mu-kovu.

Pro méFeni nevodivych vzork musi byt spektrometr vybaven zafizenim pro kompenzaci
povrchového naboje. Tento systém musi byt piné funkéni i pfi méFeni hloubkovych
koncentragnich profil pomoci odpradovani. Zafizeni pro kompenzaci povrchového
naboje by mélo dovolit eliminovat povrchovy naboj automaticky i pomoci ruéniho
nastaveni.

Pro &i&tani a méFeni hloubkovych koncentra¢nich profil povrchu zkoumaného vzorku
mus{ byt v analytické komofte spektrometru zdroj svazku ionizovanych Ar kiastrd.

Spektrometr musi byt vybaven zafizenim pro rychlé vkladani vzork( bez poruseni vakua
v analytické komote.

Spektrometr musi byt vybaven zafizenim pro pfesné nastaven{ mista analyzy na vzorku.
Komora spektrometru musi byt vybavena pfirubou pro pfipojeni preparaéni komarky.
Napojeni spektrometru na elektrickou sit musi mit oddélené pfivody pro napdjeni
elektronickych zdrojl zaji$tujicich provoz spektrometru od napéjeni pro topné elementy
slouZici k vyhtivani aparatury.

Soutasti dodavky musi byt software pro ovladéni spektrometru (naéitani spekter, méfeni

hloubkovych profilli, mé&Feni dhlovych spekter, chemické mapovani) a software pro
vyhodnocovani XPS spekter.
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PRILoUA ¢ 2L)

Fyzikalni ustav AV CR, v. v. i.

,Multifunkéni fotoelektronovy spektrometr s rychlym vkladanim vzorkil, kompenzaci povrchového
naboje a hloubkovym profilovdnim polovoditovych a organickych materialG, nanostruktur a

funkcionalizovanych povrchi”

PFiloha &. 2 a) - Technicka specifikace Kupujiciho k pfedmétu pInéni:

Multifunkéni fotoelektronovy spektrometr s rychlym vkldddnim vzorkl, kompenzaci povrchového
naboje a hloubkovym profilovdnim polovodi¢ovych a organickych materidald, nanostruktur a

funkcionalizovanych povrchi

Ucel zafizeni

Utelem potizovaného zafizeni je vyzkum povrchovych vlastnosti anorganickych a organickych
materiall. Zafizeni (spektrometr) musi dovolit provadéni rutinnich XPS analyz kov(, polovodicu,
izolantd, polymer( a praskovych vzorkd. Rutinni analyzou se mysli ziskavani informaci o kvalitativnim
a kvantitativnim zastoupeni prvka na povrchu studovaného vzorku a rovnéZ informace o chemickém
stavu prvki. XPS analyza musi byt provadéna s vysokym energetickym a thiovym rozlisenim z malé
plochy vzorku. Spektrometr musi umozZnit chemické mapovani rozloZeni prvkd na povrchu
zkoumanych latek. PFi pouziti pfipojeného iontového déla musi mit spektrometr moZnost méfeni

hloubkovych koncentraénich profild.

Predmétem zakazky je zafizeni, které v souladu s § 46 odst. 4 ZVZ zahrnuje nasledujici soucasti
a spliiuje technické podminky:

Vyrobek: Axis SUPRA, vyrobce KRATOS ANALYTICAL LTD., Velka Britanie

1. Pro buzeni fotoelektronti musi byt spektrometr vybaven vykonnym monochromatickym
AlKa zdrojem doplnénym o pfidavnou anodu nebo o dali nemonochromatizovany zdroj.
PInéni: ANO, v nabidce je obsaien automaticky RTG zdroj s dudlni anodou Al/Ag
{polozka WX-631)

2. Energetické rozlieni pro XPS spektroskopii musi byt lepsi neZ 0.6 eV (méfeno na vzorku

Ag pro fotoelektronovou linii Ag 3d%).
PInéni: ANO, zaruéované rozliSeni Ag 3d™ resolution je < 0.45 eV. Dile je obsaZen

obrazek s ukdzkou spektra.

3 Intenzita Ag 3d™ linie musi byt rovna nebo vy$3i nez 100 kcps pfi rozlideni lepsim nez 0.6
eV a pro analyzovanou plochu o priméru 2 100 um. Pro analyzovanou plochu o priiméru
< 20 pum a pro rozlideni lepdi ne 0.6 eV poiadujeme intenzitu 2 2 kcps pro stejnou

fotoelektronovou linii.
PInéni: ANO, intenzita pro velkou plochu (300 x 700 um) je zarucena a pfekracuje

hodnotu 2,000,000 CPS pfi rozliSeni lepsim neZ 0.60 eV

Pro analyzu plochy 20 um je zarutovana hodnota 14,000 CPS pfi rozlieni leps$im neZ
0.60 eV
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10.

11,

Standardni specifikace pfistroje je uvedena niZe, vezméte v tvahu také graf vykonnosti
uvedeny dale.

RozliSeni | 700x300 um ‘-::-ff 110pm | s5um e S T
0486V | 400,000 | 100,000 25000 | 8,000 1,500
[ 060eV_| 2,000,000 | 400,000 125,000 25,000 6,000 |

Systém musi umozfiovat méreni rozloZeni prvkd po povrchu vzorku {chemical mapping).
Laterdrni rozliseni musi byt lepsi nez 15 pum.

PInéni: ANO, Laterslni rozliSeni v XPS reZimu je 1 um. DoloZeni je uvedeno obrizkem v
zavéru této E3sti.

Manipulator s dridkem vzorku musi umoZnit minimalné 3 transiace (X, Y, Z), rotaci a
naklon vzorku. Jednotlivé pohyby musi byt tizené pomoci oviddaciho softwaru.

Plnéni: ANO, sougasti nabidky je automaticky stolek s motorizaci v 5 osach (X,Y,Z,R,T)
(WX-661).

Spektrometr musi dovolovat politatem fizené méfeni Uhlove zavislych spekter
v Uhlovém intervalu od normalové emise {0°) az po Uhel 60°.
PInéni: ANO, stolek pro ARXPS +/-90°.

Uchyceni vzorku na manipuldtoru musi byt takové, aby dovolovalo méfit i vzorky
praskovitého charakteru.
PInéni: ANO

Tlak v méFici komote po vypékani musi byt lepsi nez 8x107*° mbar.
PInéni: ANO, zaruéovana hodnota tlaku v analytické komofe je 6.7 x 10" mbar

Zdlvodu fadného odstinéni magnetického pole musi byt komora spektrometru

vyrobena z mu-kovu.
Plnéni: ANO, analyticka komora je vyrobena z MU-kovu o tioustce 5 mm.

Pro méfeni nevodivych vzork musi byt spektrometr vybaven zafizenim pro kompenzaci
povrchového naboje. Tento systém musi byt piné funkéni i pfi méfeni hloubkovych
koncentraénich profilg pomoci odprasovani. Zafizeni pro kompenzaci povrchového
naboje by mélo dovolit eliminovat povrchovy ndboj automaticky i pomoci ruéniho
nastaveni.

Pinéni: ANO, automaticky neutralizétor povrchového ndboje, vyuiivajici jen elektrony,
je funkéni béhem hloubkového profilovdni odprasovanim, a umozhuje jak
automatické, tak manudlini nastaveni.

Pro Cisténi a mé&feni hloubkovych koncentraénich profili povrchu zkoumaného vzorky
musi byt v analytické komore spektrometru zdroj svazku ionizovanych Ar klastr.
Plnéni: ANO.

14

76



12.

13,

14,

Spektrometr musi byt vybaven zafizenim pro rychlé vkladani vzork( bez poruseni vakua
v analytické komore,

Pin&ni: ANO, komiirka pro rychlé vklddani vzorki typu Flexi-lock (polozka WX-620) je
obsaZena. Flexi-lock umoZtuje automaticky transfer vzorki a¥ do analytické komory a
to bez porusSeni vakua.

Spektrometr musi byt vybaven zafizenim pro pfesné nastaveni mista analyzy na vzorku.

Pinéni: ANO, spektrometr Axis SUPRA obsahuje kameru pro sledovéni podioZek se
vzorky s malym zvétSenim, vestavénou ve Flexi-locku {poloika WX-627). Tato kamera
identifikuje vzorky upevnéné na podlozkach. Daldi pozorovani vzorku v analytické
komofe zajistuje opticky mikroskop s vysokym zvétienim a s motorizovanym optickym
zoomem (Poloika WX-626). Tyto kamery se mohou pouiit pro uréeni analytické polohy.
Navic je pak Axis SUPRA opatfen reiimem paraleiniho zobrazovani XPS s lateralnim
rozliSenim 1 pm pro nastaveni povrchovych chemickych struktur, které mohou byt

r we

opticky prithledné &i neviditeiné.

Komora spektrometru musi byt vybavena pfirubou pro pfipojeni preparacnf komiirky.
Pinéni: ANO, pfiruba G na obrazku dole.

Analyticka komora

Analytickd komora je vyrobena z MU-kovu.

Pramér komory 267 mm (10.5") Celkovy potet pfirub: 23 Prihledovs okénka: 15

~ pHruba© |  Elevadnivhel | Ugel
DN160CF 90 Transferova cotka
DN63CF 20 Prihledové okénko
DN63CF 37 FEG nebo iontové délo
DN1GOCF N/A Port pro éerpani
DN100OCF 0 PFipojeni Flexi-locku
DN10OCF N/A Magnetickd otka
DN10OCF 0 PFipojeni komory analyzator( povrchu
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H DNG3CF 30 RTG zdroj s dudlni anodou
| DNG3CF 40 lontové délo
J DIN3SCF 30 UV zdroj
K DN100CF N/A Monochromator RTG-zdroj
L DN300CF N/A Monochromator backplane
15. Napojeni spektrometru na elektrickou sit musi mit oddélené pfivody pro napdjeni
elektronickych zdroji zajidtujicich provoz spektrometru od napajeni pro topné elementy
slouZici k vyhfivéni aparatury.
Pinéni: ANO
16.  Soucdsti dodavky musi byt software pro oviadani spektrometru (naditénf spekter, méfeni

hloubkovych profill, méfeni Uhlovych spekter, chemické mapovani) a software pro

vyhodnocovdni XPS spekter.

Pinénf: ANO, novy datovy systém ESCApe (polozka DS-600) podporuje viechny
potfeby oviddan{ pfistroje, vietnéd snimsni spekter, hloubkového profilovani, ARXPS se
sw MEM , chemické mapoviani, paralelni zobrazovini a software pro zpracovani dat.
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Fyzikalni Gstav AV CR, v. . i.

Multifunkéni fotoelektronovy spektrometr s rychiym vkladanim vzork(, kompenzaci povrchového
naboje a hloubkovym profilovanim polovodi¢ovych a organickych materiald, nanostruktur a
funkcionalizovanych povrchd”

PFiloha . 2 b) - Nabidka Prodavajiciho v rozsahu &asti, kterd technicky popisuje Pfistroj, vietné
vyjadreni k hodnoticim kritériim B. - D.

Multifunkeni fotoelektronovy spektrometr s rychlym vkldddnim vzorkd, kompenzaci povrchového
naboje a hloubkovym profilovdnim poloveditovych a organickych materiald, nanostruktur a
funkcionalizovanveh povrcha

Technickd specifikace a rozsah doddvky (cenovy rozpis)

Doddvka fotoelektronového spektrometru pro chemickou analyzu XPS

tvp Axis Supra — vyrobce KRATOS Analytical
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Pol. Reference Popis
i MI-600 Axis Supra —~ zékladni pFistroj
2 WX-600 Hemisfericky analyzator se sférickym zrcadiem
3 WX-602 Apertura vybrané oblasti pro transferovou éocku
4 WX-604 Pohon clony vybrané oblasti pro transferovou €ocku
5 WX-606 Motorizace vstupni Stérbiny analyzdtoru
6 WX-611 Automaticky stolek pro 5 os
7 WX-620 Flexi-lock
(Komora pro vklddani vzorki a zasobnik pro uloZeni vzorki)
8 WX-621 Cerpaci sestava pro Flexi-lock (vstupni komoru vkladani vzorka)
9 WX-623 Cerpaci sestava pro analytickou komoru
10 WX-622 Cerpaci vyvéva typu scroll pro analytickou komoru
11 WX-626 Opticky mikroksop pro analytickou komoru
12 WX-627 Kamera pro vzorkovou podloZku ve Flexi-locku
i3 WX-631 Automaticky RTG monochromaétor
14 WX-635 Automaticky dudini anodovy RTG zdroje {Al/Ag)
15  WX-643 Multimodain{ iontovy zdroj monoatomérniho Ar’
a aglomerétd Ar'
16 DS-600ESC  Ape datovy systém
17 WX-612 PristuSenstvi pro ohfev a chiazeni analytické komory
(-100°C ai +1000°C)
18 WX-541 PC software pro ovladani pfisluenstvi pro ohfev a chlazeni
19 WX-520 Chladi¢ vody a cirkulétor
20 WX-537 Vodni tlakové posilujici ¢erpadio {50 Hz}
Celkova cena pro polozky 1 a7z 20 KE 15970 000,-
Bez DPH

Dodaci podminky DAP Praha {INCOTERMS 2010},

vEetné dopravy, instalace a zaskoleni

DPH 21%

Ke 3 353 700,-

Celkova cena, véetné DPH Ké 19 323 700,-
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Ceny bé7né pouZivaného spotifebniho materidlu (bez DPH)

Al monochromaticky zdroj (WX-634) Odhadovana Zivotnost
BC6221AA  Sestava anody 2 roky K¢ 142000,
DEOBSOAA  Sestava vldkna 1 rok K¢ 34 600,-*

Al/Ag zdroj (WX-635)

BF3019AA  Sestava anody Al/Ag mono 2 roky K¢ 148 300,-
DC9880AA  Sestava bifilarntho vidkna 2 roky K& 34 600,-*
Spotfebni material pro analyzitor/detektor

DF2380AA  Vldkno neutralizatoru ndboje2 roky Ké¢ 21300,-*
CES5596AB  Sada desky kanalu 3 roky K¢ 117 000,-

* ohsaZeno v sadé nahradnich dilG

Ceny spotfebniho materidlu pro iontovy zdroj {(bez DPH)

Polozky dodané v ramci sady spotfebnich dilG zavisi na iontovém zdroji, objednaném se
zakladnim pfistrojem:

Multimodalni iontovy zdroj monoatomarniho Ar+ a aglomerati Ar+ (WX-643)
CE9499AA Sestava vidkna 1 rok K¢ 37500,-*
EE9565AA  Sestava trysky 2 roky KE 6900,

* obsaZeno v sadé ndhradnich dil

Prosime o poviimnuti, e odhadované #ivotnosti spotfebniho materialu jsou uvedené pro orientaci,
skuteind Zivotnost instalovanych dill na konkrétnim pistroji zévisi na mnoistvi parametrd, jako je
typicky druh provozu, Grovef vakua atd. Vyrobce Kratos nemize akceptovat jakoukoliv reklamaci
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Technicky popis

Mi-600

JEDNOTKA ZAKLADNIHO PRISTROJE

Pristroj Axis Supra je vysoce U&inny elektronovy spektrometr sdruiujici funkénost
moderniho fotoelektronového (XPS) spektrometru s mofnosti multianalytické techniky
pomoci AES, SAM, UPS, ISS doplfik.

Zakladni pfistroj ref. MI-600 tvoFi:

Hlavni sestava pfistroje slofend z nosného podstavce s vibraéné izolovanou zakladnou
vakuového systému a krytem primarnich a sekundarnich vyvév. PFistroj take obsahuje
softwarové ovladané vstupy pro plyny a chiadici vodu.

Panel elektroniky konstruovany pro umisténi elektroniky pfistroje a napdjeci zdroje.
Tento panel slouZi soudasné jako pracovni stanice obsluhy.

UHV vzorkova analytickd komora {SAC) — je komorou z MU kovu s velkym poftem

vstupli (portll) . Komora slou# pro montaz Sirokého mno3stvi pFislusenstvi pro studium
povrchu vzorku, jako je XPS, AES a UPS sougasng,

Méfeni vakua - je v SAC komote zajisténo pomaoci iontové mérky.

Automaticky vakuovy systém se zcela automatickym provozem pomoci ESCApe
datového systému.

Vestavéné vypékani je zkonstruovéno tak jednoduse, jak je mozné. Topné: elementy a
bezpecnostni propojeni jsou vestavéné a viechny kabely a pFislusenstvi jsou vhodné pro
vypékani. Sysém je vypékan na primérné 150°C a proces vypékani je softwarové oviadan
pomoci ESCApe.

WX-600 Hemisfericky analyzétor se sférickym zrcadiem

Energiovy analyzitor je srdcem systému a je tvofen z tubusu elektromagnetické
viceprvkové prenosové focky pro elektrony, s vestavénym koaxidlnim systémem pro
neutralizaci nabfjeni a dale hemisférickym sektorovym analyzdtorem se sférickym
zrcadlem a DLD (delay line detector) detekénim systémem pro nacitdni elektrond.

Podrobny popis této sestavy je nasleduijici:

Viceprvkovd elektrostatickd pfenosovd Eocka — toto Soltkové pole je urfeno pro vysokou
prichodnost a optimélni parametry pfi riznych analytickych podminkach. Malé
analyzované oblasti jsou definavény pomoci in-lens apertury a prvkl clony, kterd
vytvafeji virtudini sondu na povrchu vzorku s definovanou kruhovou analyzovanou
plochou. Cotkovy systém obsahuje elektrostaticky rastrovaci system pro presné
polohovani virtudini sondy bez nutnosti posunu vzorku.

Magnetickd imerzni totka ~ je umisténa pfimo pod pfenosovou (transfer) ockou a je

koaxidlni s elektrostatickou pfenosovou éotkou. Vzorek je vnofen do magnetického pole,
vytvafeného polovym nastavcem se zvy§encu Géinnosti zachyceni fotoelektrond.
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Vestavény neutralizitor naboje — je tvofen nizkoenergetickym zdrojem elektrond,
montovanym pod pfenosovou fotkou, Tento system vytvafi zdroj nizkoenergetickych
elektront, Geinné tak neutralizuje nabijeni vzorku zplsobenych fotoemisnim procesem a
to pro siroky okruh elektricky izolujicich vzorkd.

Hemisféricky analyzétor s hemisférickym zrcadlem je slofen z energiového analyzdtoru
se 180° dvojitym zaostfenim a stfednim polomérem 165 mm, ktery je koncentricky
vestavén k patentovanému analyzatoru se sférickym zrcadlem. Oba analyzdtory pracuji v
refimu pevné nastaveného analytického pfenosu (Fixed Analytical Transmission = FAT)
pro XPS snimani na fadé prednastavenych energii prichodu. ReZim pevného poméru
zpozdéni {FRR= Fixed Retard Ratio) je k dispozici v ramci dopliikové sady pro Augerovu
spektorskopii. Polarita hemisférického analyzitoru miZe byt zménéna pro pouZiti
spekiroskopie iontového rozptyiu (ISS = ion scaterring spectroscopy).

Detekéni system DLD ([Delay Line Detection} se poufivd pro spektroskopii i pro
zobrazovéni vzorku. Systém se sklada ze sestavy 3 multikanalovych desek {MCP) pro
zvyeni zisku sestavy a z 2-D zpoZdovacihe vinuti. Zpoidovaci DLD detektor registruje
dopad elektronti z MCP systému, signal je pak digitdiné rozdélen a 128 datowych
kanall je urleno pro snimani spektra, V paralelnim zobrazovacim reiimu pak detektor
zajistuje obrazové rozliSeni 256 x 256 pixelll pfi pfimém nacitdni eletronovych pulzl ..

Systém ma 3 reiimy provozu: rastrovaci spektroskopicky reZim, paralelni zobrazovaci
reiim, a spektroskopické snimani bez rastrovéni v reZimu fotografie (snapshot).

WX-602 Apertura vybrané oblasti pro transferovou ocku

Spektroskoie z vybrané plochy je dosahovdna vkladdanim desti¢ky apertury do tubusu
elektrostatické colky. Destitka apertury obsahuje Fadu pfesnych apertur jak pro
spektroskopii velké plachy, vybrané malé plochy, tak pro zobrazovaci reZimy.

Pohon apertury je pouZivan v souinnosti s pohonem clony {iris WX-604)}

pro vybér urité analyzované plochy.

WX-604 Pohon clony vybrané oblasti pro transferovou ¢ocku
Spojité nastavitelny mechanizmus clony je ovladdan z datového systému

{ softwarové) pro oviddani dhlu dopadu na system ofek. PouZivd se v soudinnosti s
polozkou WX-602 pro vybér urfité analyzované oblasti.

WX-606 Motorizace vstupni stérbiny analyzatoru

Vstupni $térbina analyzatoru je ovidddna pomoci datového systému { softwarové) pro
vybér zobrazovaciho, nebo spektroskopického rezimu.

WX-611 Automaticky stolek pro 5 os

Automaticky pfesny manipulator X,Y,2,0,® je urfen pro posun podloZky se vzorky. Pohyb
v osach je motoricky pomoci softwarové ovladanych krokovych maotori takto:.



WX-620

WX-621

WX-623

Rozsahy pohybu vzorku :

Osa X 150mm

OsayY + 1Smm

Osa 2z ~12mm ai + 6 mm
Naklon © +90°

Rotace + 180°

Manipulator vzorkG obsahuje trvale standardni referenéni materidly (Au, Ag a Cu) pro
spektroskopickou kalibraci a také Au mifzku pro kalibraci zobrazovéni.

Automaticky stolek je kompatibilni s voliteinymi options, jako prisluSenstvi pro ohfev a
chlazeni (WX-612} pro in-situ experiment s ohfevem a chlazenim.

PodloZky se vzorky jsou vklddany na automaticky stolek v automatickém pofadi a jsou
vymeéfiovany automaticky ze zdsobniku podloZek se vzorky { WX-620).

K dispozici jsou 2 typy podlozek pro vzorky.

Standardni podlioZky 80 x 32 mm se dodavaji pFistrojem. Plocha pro umisténi vzork( je
75 x 32 mm s poctem svorek, {i $roubovych spojli pro usnadnéni montéze vzorkli. Vzorky
mohou byt aZ 19 mm silné.

K dispozici je i rotaéni podlofka, primarné vhodnd pro experiment s hloubkovym
profilovanim.

Flexi-lock (Komora pro vkiddani vzorkd a zasobnik pro ulozent vzorkd)

Komora pro vklddani vzorki, oznaCovand Flexi-lock, je vyrobena z nerezové oceli s
velkym vstupnim otvorem, opatfenym dvitky s utésn&nim. Umozfiuje pfistup k zdsobniku
se vzorky. Komora je Cerpdna sestavou WX-621 a je proplachovana suchym dusikem p#i
vkladani vzorkl. Evakuacni/Eerpaci cykly jsou piné potitacové oviddany pomoci systému
ESCApe s tlakem méfenym automatickou vakuovou mérkou. Do zasobniku lze vio3it a7 3
podlozky se vzorky. Po dosaZeni spravné hodnoty tlaku v komofe pro vkiddani vzorkd Ize
padloZky se vzorky automaticky pfesunout do analytické komory (SAC).

Flexi-lock umoZiiuje monta? ortogonalni kamery pro sledovini podloiek se vzorky (WX-
627) a md nékolik volnych pfirub pro monté3 pfisluenstvi, jako je ohfev a chlazeni
vzorku, iontové délo se Sirokou stopou pro €isténi vzorkuy, a transportni zaffzenf vzorku v
inertnim prostfedi.

Cerpaci sestava pro Flexi-lock {vstupni komoru vkiddani vzork)

Flexi-lock je ¢erpan turbomolekuldrni vyvévou 240 Ifs s primdrni bezolejovou vyvévou
typu scroll. Tato €erpaci sestava dovoluje rychlé cykly erpani typicky 15 min. p#i vkladani
standardnich vzorka.

Cerpaci sestava pro analytickou komoru

Tato sestava obsahuje turbomolekuldrni vyv&vu s rychlosti ¢erpani 400 /s pro dusik
(TMP). Tato hybridni vyvéva ma 2 typy loisek uloZeni rotoru, keramické dolni loFisko a
magnetické horni loZisko, a ddle vylepSenou konstrukci rotoru s novym stupném s
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molekuldrnim unaenim, dosahujicim tak zlepdeni rychlosti cerpani a kompresniho
poméru a také moZnost standardni GdrZby pfimo uZivatelem,

Turbomolekuldrni vyvéva je zélohovéna bezolejovou vyvévou typu scroll a systém také
obsahuje titanovou sublimaéni vyvévu (TSP} pro dosaZeni parametr(i mezniho vakua.

WX-622 Primarni vyvéva typu scroll pro analytickou komaoru

WX-626

WX-627

WX-631

Tato poloika je primérni vyvévou bezolejového typu pro turbomolekuldrni vyvévu. Je to
vyvéva Edwards nXDS6i s Cerpaci rychlosti 6 m3/h. Vyvéva ma nejnovéjsi konstrukéni
tésnici prvky, vestavény inverzni pchon a ma snadnou Gdribu.

Opticky systém analytické komory

Vysoce kvalitni barevny mikroskopicky system v analytické komofe je urlen pro
pozorovani vzorku a vybér analytické polohy. Systém je opatfen motorizovanym zoomem
se zvétienim a¥ 12 x, ovlddanym pomoci datového systému ESCApe ( softwarové) a tim
je usnadnén provoz s dalkovou obsluhou. Velky rozsah optického zoomu zajistuje
globalni polohovéni vzorku na podioice, stejnd jako vysoce pfesné obrazy vhodné pro
definovani analytické polohy pfi navazujicich analyzach malych oblasti.

Osvétleni vzorku je zajisténo LED zdrojem, umisténym mima vakuum, a oviddanym
pormoci akvoziéniho software .

Mikroskop pro Flexi-lock {vstupni komoru vkiddéni vzorki}

Tento ortogonalnd instalovany mikroskop poskytuje celkovy pohled na kazdou podloZku
se vzorkem , tak¥e vzorky mohou byt prohlifeny, oznaceny a pFedprogramovany pro
analyzu. Obrazy jsou automaticky zaznamenany behem vkiaddani podiozek do analytické
komory.

Automaticky RTG monochromator

Polohovani RTG zrcadla je plné ovidddno pomoci 3 nezdvislych krokowvych motordl
pomoci datového systému ESCApe) Tim je zajiSténa automatickd optimalizace a
kalibrace toroidni plochy a je zajisténo sladéni plochy ozafené RTG svazkem §
analyzovanou plochou.

Toroidni plocha (backplane) je pro spolehlivé dodrieni parametrii a ochranu pfistroje pfi
vypékani vodu chlazena.

WX-635 Automaticky RTG zdroj s dudlni anodou {Al/Ag)

Tento RTG zdroj je urfen pro vyzarovani jak monochromatického Ag La a Al Ka zafeni s
energiemi 2984,2 eV nebo 1486,7 eV. Béhem pfepnuti mezi budicimi zdraji se anoda
automaticky pohybuje laterdné , takie fixni svazek elektronti dopadéd na odpovidajici
material teréiku. K udrieni spravné geometrie Rowlandovy kruZnice je RTG zrcadlo
automaticky sou¢asné posunuto do spravné polohy , aby byl dodrien difrakéni uhel a
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soutasné zajisténo zaostfeni RTG svazku na analytickou polohu pomoci motorizovang
sestavy zrcadla monochromatoru WX-631. Fotony Ag La jsou monochromatizovany
druhym fadem difrakce z kfemenneho krystalu s vy3&i energif fotond Ag Lo, 2884,2 eV, a
tim je umo¥néno zvyiené buzeni urovni jader aZ na tuto vazebni energii,

Viechny specifikace manochromatického Al Ko ziistdvaji nezméndny, jak je uvedeno v
dokumetu se specifikacemi pistroje déle.

Monochromaticky Al RTG zdroj je plné ovldddn pomoci datového systému ESCApe (
softwarové) s uvedenim provoznich podminek . Chlazeni RTG anody je pomoci
uzavfeného okruhu deionizované vody, ktery je monitorovan a automaticky regulovén v
pfipadé netésnosti. Bezpeénostni prvky jsou pouZivany pro ochranu RTG zdroje jak pro
pfipad poklesu pritoku chladici vody, tak pro vypadek vakua.

Maximalini provozni vykon dudiniho anodového zdroje je 600 W (15 kV, 40maA).

WX-635 obsahuje:
- Dualni anodovy monochromaticky 2droj RTG ( Al a Ag)
- PCoviddany automaticky polohovaci system anady
- Propojovaci kabely a okruh chiadici vody

WX-643  Dudini iontovy zdroj monoatomarniho Ar* a Ar’ aglomeratd jontd

Tento multimodalni lontovy zdroj poskytuje moznost generovat velké aglomeraty plynu,
napf. Ar," s n= 250 a# 2000 s energiemi svazku aZ do 20 keV, stejné tak generovat
monoatomarni ionty Ar* s energiemi svazku od 500 eV do 8 keV. Kombinaci tdchto
provoznich podminek lze odpragovat Sirokou $kaly materidll nebo provadét hloubkové
profilovéni. Monoatomarni rezim se pouiivd pro tenké kovové vrstvy, malé aglomeraty s
vysokymi energiemi svazku se pak pouiivaji pro oxidy kovi a velké aglomerdaty se stfedni
drovni urychlovacich napéti jsou uréeny pro Siroky okruh organickych material(.

Ar, aglomeraty jsou vytvédfeny supersonickou adiabatickou expanzi plynu v podminkach
stfednich drovni vakua. Aglomerdty jsou vzorkovany pomoci adiabatické expanzni trysky
mezi dvéma diferencidlng ¢erpanymi komorami tak, aby se dosdhlo vysokovakuové
drovné tonizatniha zdroje s elektronovym dopadem. Aglomerdty iontd jsou pak
extrahovany a zaostfovany pomoci Wienova hmnotového filtru, uréeného pro
odstranéni lehkych aglomeratl iont a hruby vybér nejvétsi velikosti aglomerata.
Nasledujici iontova pasmova propust v zaostrovaném svarku odstrafiuje neutraini tistice
a svazek je pak zaostfen na minimalni velikost stopy 500 um na vzorku. Rastrovaci
desticky pak umoZfuji rastrovani povrchu vzorku k vytvofeni hloubkového profily

Manuéinf hradlovy ventil oddéluje oblast zdroje od spodni &asti iontového déla a hlavni
Casti pfistroje pro pohodinou servisni GdrZbu. Pro mimimalizaci servisnich zdsahu jsou
rovnéZ instalovéna dvé vldkna. Diferencidini Cerpani iontového déla zajistuji dvé
automaticky provozované turbomolekuldrni vyvévy a turbomolekuldrni vyvéva flexi-
locku. Lze prednastavit velky rozsah provoznich podminek a tak wyugit schopnosti tohoto
zdroje a ptizpUsobit provozni podminky konkrétnimu materiaiu vzorku..

lontové délo je piné ovlddano pomoci datovéha systému ESCApe {softwarov&), Pfepnuti
mezi reZimem monoatomarniho iontl Ar a refimem agregsth Ar jontd se provadi
jednoduse pomoci datového systému. V refimu monoatomarnich iontd Ar udrZuje
piezoelektricky ventil tlak plynu na optimélni pfednastavené trovni. lontovy zdroj miie
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take poskytovat fonty He' pro iontovou rozptylovou spektrometrii ( 155), pokud je toto
pristuenstvi instalovdno na pristroji.

ReZim Urychlovaci Vefikost stopy | Proud Rychlost leptani
napéti kv um vzorkem nm/min
nA
Monoatomarni
Ar IE | <500 | 300 | 4 (12,05
ReZim stfedné velkych aglomeratl
Ar3so [ 20 | <500 [ >10 [ 10 (Ta,04
Velké aglomeraty
Arsog 5 <500 >8 5 (PLGA)
Arspg 10 <500 >15 25 (PLGA)
Arseg 20 <500 >10 100 {PLGA)
Ario00 10 <500 >10 25 (PLGA)

DS-600 ESCApe DATOVY SYSTEM

Software ESCAPe pro snimani dat a jejich zpracovdni je instalovdn na PC stanici s
operaénim systémem Windows 7. PC md nasledujici minimaini specifikace.

* MS Windows® 7 Professional OS

s HP Workstation Z210 Minitower PC

» Intel Core™ i3-2120 procesor {nebo ekvivalent}
¢ 4Gb RAM

s DVD mechanika

* 500 Gb pevny disk

o 2 x 24" TFT plochy Siroky monitor

s Tiskdrna desk-jet s vysokym rozliSenim

WX-612 PFisluienstvi pro ohfev a chlazeni analytické komory
(-100°C ai +800°C)

Toto pFisludenstvi oh¥iva a chladi in-situ vzorky montované na speciainich podlozkdch s
pravou pro ohfev a chlazeni ( je v rozsahu nabidky doddno) v analytické komofe SAC.
Vzorky jsou chivany instalovanym odporovym prvkem, spojenym s tepelné izolovanou
oblasti vzorkové podioky. Chlazeni stejné oblasti je zajisténo pomoci kapalného dusiku,
doplfiovaného ze vzdalené nadobky. Teplota podloiek je monitorovana pomoci
termoélanku s pFimym kontaktem s tepelné izolovanou oblasti.

Teplota pFistroje je regulovana PID kontrolerem s dopliikové volitelnym rozhranim pro
pfipojeni k PC { WX-541} Garantovany teplotni rozsah je pro ohfev a chlazeni v rozmezi ~
100°C a# + 800°C Teplota miiZe byt zvydena aZ na +1000°C na krétké periody pro rychlé
bleskové teplotni zahiati vzorku. Vzorkovou podioiku pro ohiev a chlazeni lze pouzit také
ve flexi-locku { komofe pro vklddani vzork() pokud je sou€asné objednano pfistusenstvi
WX-661.

Dodavka systému obsahuje:
- podlo#ku pro ohfev a chlazeni vzorks s vestavénym topnym prvkem a
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termociankem
- modifikovany nosi¢ vzorki obsahujici nadobku pro kapalny dusik
- PID kontroler
- KabeldZ, propojovaci vedeni a Dewarovu nadobu pro kapalny dusik

WX-541  PCsoftware pro ovlddani p¥isiudenstvi pro ohfev a chlazeni
Tato poloZka obsahuje komunikacni kabel a nezbytny software pro PC oviaddani rlizného
pfisluSenstvi pro ohfev a chlazeni, které jsou k dispozici u pFistroji Fady Axis. Jeden kabel
muZe ovlddat vice druhd pFisluenstvf .

WX-520 VODNIi CHLADIC A RECIRKULATOR
Tato jednotka poskytuje chladici vodu pro pouiti se spektrometrem. Chladi¢ poskytuje
chiadici vodu pro cely pistroj AXIS Supra, véetné RTG monochromatoruy, magnetické
&otky a vodou chlazenych turbomolekuldrnich vyvév,
Okruh vody hlavniho pfistroje je opatfen deionizaénim systémem pro udieni nizké
vodivosti chladici vody. Bezpecnostni ventily ve vedeni vody zaruéuji prevenci poskozeni
pfistroje.

WX-537 POSILOVACI CERPADLO VODY {50Hz)
Tato poloZka je nutnd v pfipadé pfipojeni monochromatického zdroje k pfistroji AXIS

Supra. Cerpadlo zvyiuje pritok chladici vody Al anodou béhem generovani RTG zafeni.

Cenova kalkulace:

Celkovd cena sestavy Axis Supra, 15970 000,- K&
uveden3 vy3e je bez DPH (DAP Praha, INCOTERMS2010):
DPH 21% 3353700,- Ké&
Celkova cena, véetné DPH 19323 700,- K¢
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DOPLNKY NAD RAMEC ZAKLADNI NABIDKY
DLE ZADAVACI DOKUMENTACE

WX-661

Cena:

PFisluSenstvi pro ohFev a chiazeni flexi-locku (vstupni komory vkiddéni vzorkd -100°C az
+800°C)

Toto piisludenstvi ohfivé a chladi vzorky montované na vhodnych podloZkdch ve flexi-
locku (komoFe pro vkladani vzorks). Systém obsahuje linedrni pohon s elektrickym
pFipojenfm a nadobku na kapalny dusik k ohfevu a chiazeni podlozky pro vzorky. Tato
speciaini podlozka se pak miZe pouiit, pokud je vloZena v zdsobniku vzork( ve flexi-
loeku.

Teplota pfistroje je regulovdna PID kontrolerem s doplfikové volitelnym rozhranim pro
pfipojeni k PC { WX-541). Garantovany teplotni rozsah je pro ohfev a chlazeniv rozmezi
~100°C a# + 800°C Teplota miie byt zvyéena aZ na +1000°C na kratké periody pro rychlé
bleskové teplotni zahfati vzorku. Vzorkovou podloZku pro ohfev a chlazeni Ize pouZit takeé
ve flexi-locku (komofe pro vkladani vzorkd) pokud je soufasné objednano pfisluenstvi
WX-661,

Doddvka systému obsahuje:
- Linearni pohon véetné nadobky na kapalny dusfk a nezbytné elektrické pfipojky
ke specidini podioZce podioiku pro ohiev a chlazeni vzorkl
- PID kontroler
- Kabelai, propojovaci vedeni a Dewarovu nddobu pro kapalny dusik

Pozn: Tato sestava nechsahuje specialni podloiky pro ohfev a chlazeni vzorkd, ktere je
nutno objednat oddélené. Alternativné jsou kompatibilnf specidini podloZky pro vzorky

dodavané pro ohfev a chlazeni pro analytickou komoru ( WX-612).

416 600,- K¢ bez DPH

WX-630 Achromaticky RTG zdroj s dudini anodou (Al/Mg)

Tento achromaticky zdroj s dudini anodou poskytuje doplitkovy zdroj RTG zafeni pro
generovani fotoelektronového spektra. Tertik anody mé dva separované opaéné povrchy
pokryté Mg a Al pro generaci Mg Ka RTG fotonl pFi 1253,6 eV a Al Ka RTG fotony pfi
1486,7 eV, Maximaini RTG vykon je 450W, kdy je anoda provozovéna pfi maximalnim
urychlovacim napéti 15 kV s bifitarnimi vidkny na maximalnf emisi 30 mA. Brzdné zareni
dopadajici na vzorek je minimalizovdno pouZitim tenkého Al okénka.

RTG zdroj je montovan na linedrnim vysuvném systému a tak je optimalizovano osvétlent
vzorku. K prevenci nahodného pogkozen{ achromatického zdroje béhem transferu vzorku
je vestavén bezpeénostn{ ventil. RTG zdroj s dualni anodou je ovlddan pomoci datového
systému ESCApe a tak je umoinéna vyména budictho zdroje bé&hem automatickeé
sekvence shimanf dat.

Inovativni konstrukce €otkového systému spektrometru dovoluje sbér spekter z malé
analyzované plochy a sniméni paraleinich XPS obrazli pfi pouZiti bud Mg nebo Al
achromatického RTG zdroje. Navic pak je otkovym systémem definovana oblast analyzy
pFepnutim na achromaticky zdroj z pivodnich monochromatického zdroje. Neni pfitom
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ovlivnéna poloha nebo velikost analyzované plochy,

RTG anoda je chlazena systémem vodntho chlazeni celého pFistroje s nezavislym,
softwarové ovlddanym okruhem vody. Bezpe&nostn{ prvky sleduji priitok vody, vacuum a
polohu zdroje. Elektrické napdjeni poskytuje napéjeci zdroj RTG zdroje, obsateny v
zakladnim pfistroji { MI-600).

Dodavka systému obsahuje:
- Achromaticky RTG zdroj s duaini anodou Mg a Al
- Linedrni vysuvny system s bezpeénostnim zajisténim
- Kabelaz a p¥ipojky pro chladici vodu

Cena: 525 000,- KC bez DPH

Zarucni doba pro odstrafiovani zévad po prevzeti:

Systém md zdruku v délce 18 mésicli ode dne nasledujiciho po podpisu Zavére&né zpravy
o Zkusebnim provozu dle odst. 12.3 Kupni smlouvy.
Spotfebni material pouZivany pro provoz a Gdribu nenf pfedmétem zaruky.

Zaskoleni:

Zékladni zadkoleni provadi servisni pracovnik vyrobce a prodévajiciho. Nabidkova cena obsahuje 1
tyden nadstavbového Skoleni u kupujiciho, provedeny aplika&nim specialistou vyrobce. Termin pro
toto skoleni bude vzdjemné dojednan ve vhodném obdobi po instalaci.

PoZadavky na misto k instalaci:

Misto musi umoZnit spravnou funkei pfistroje a musi dosahovat potfebnych parametri s ohledem na
mechanické vibrace a elektromagneticka pole.

Kupujici obdri pfedinstalacni protoko! vyrobce. Nespinéni pozadavkii v ném obsasenych mife vést k
nezaddouci zméné nékterych parametril p¥istroje a / nebo k odmitnuti zaruénich reklamaci.

Nastroje a spotiebni dily:

Soucasti dodavky pfistroje je sada nastroji a zakladni spotfebni material.

Instalace:

Instalace se uskuteni cca do 1 tydne od potvrzeni dodévky pfistroje na misto plnéni. Nabidkova cena
obsahuje instalaci zkuSenym technikem vyrobce pfistroje za G&asti servisniho technika prodavajiciho.

Pfevzeti do zdruky:

Standardni akceptacni testy vyrobce jsou pfedmétem koneéné faze instalace pied prevzetim pristroje
do zdruky.

28
J0



Technicka specifikace

Novy Axis Supra RTG fotoelektronovy spektrometr
s paralelnim zobrazovdnim

1.0 Uvod.

Axis Ultra zajistuje spektroskopii s nejvy$3im rozlienim, analyzu v male stopé a paraleini zobrazovani
chemického stavu a to jednim pfistrojem.

Analyticka plocha (velikost stopy)

Hybridni rezim 700 x 300pum
Rezimy malé stopy 110, 55,27 a 15um

Rezimy malé stopy jsou uréeny vklddanim a kombinaci pfesnych apertur a mechanizmu variabilni
clony v oblasti elektrostatické pfenosové Coéky. Velikosti téchto stop jsou k dispozici jak pro zdroj Al K,
, tak pro achromatické zdroje Mg/Al .

Zobrazovani XPS

Zobrazovaci analyzator se sférickym zrcadlem poskytuje Fadu pFedem definovanych analytickych
ploch se zornym thlem cca 800 um?, 400 um’ a 200 pm?

Garantované prostorové rozliSeni ve zobrazovacim reZimu: 1 um

2.0 XPS Specifikace - Al monochromator

Standardni systémové specifikace uvadéji mnimaini zarutované parametry pfistroje. Instalované
pFistroje mohou dosahnout nebo prekrofit parametry uvadéné v grafu tabulkovych ddajd.
Specifikace parametrl bude pfedvedena zékaznikovi na misté instalace pfistroje specialisty vyrobce
(Kratos) v prib&hu instalace na odpovidajici konfiguraci pfistroje. VSechny zde uvadéné udaje se
vztahuji k pistrojim vyrobenym po datu vypracovani této nabidky a jsou pfedmétem moiné budouci
Gpravy bez upozornéni.

700 x30( |10 e
Rozliseni eV = _ - .
048 . | 400000 100 000 25 000 8 000 1500
06 % | 2000000 250 000 125 000 25 000 6 000

Vechny intenzity se vztahuji k maximaini rychlosti naditéni pro Ag 3ds, fotoelektronovy pik Eistého
vzorku stiibra jako odpovidajici uvddénému vykonu. Zdroj: Al Ko vyzafovani.
Minimaini analyzovand plocha pro spektroskopii je < 15um.

Plocha ("Slot") je asi 700um x 300pum: ve viech refimech analyzy na vybrané plose (selected area),
jsou priméry stopy definovany jako ndrdst signdlu 20% aZ 80% pfes ostrou hranu. Specifikace

vybrané oblasti je ovéfovdna pii 80eV (pass energy) a vztahuje se na viechny energie proslé
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analyzatorem pod 8CeV.
Méfeni energiového rozliseni jsou garantovana + 1%

2.4 Parametry pro izolanty,

700 x300um | 110um
Rozliseni
fev)
0.68 20,000 3,600
1.0 150,000 20,000
1.3 300,000 30,000

Tyto parametry jsou zarufovany na vzorku Zistého polyethylene terephthalate (PET). intenzita signal
je specifikovana jako pocet natteni za sekundu pro pik uhlovodiku(C-C, C-H) arozlideni jako FWHM
komponentu esteru {0O-C=0) . Specifikace se ziskd porovnanim kfivky se snimanymi daty a
standardnim 4-pikovym modelem pro hlavni slozky a linedrni pozadi.

2.0 Specifikace systému

3.1 Vakuovy systém

3.1.1 Analyticka komora (MI-600)

Primarni Cerpéni: Turbomolekuldrni vyvéva {400 Is™)
Sekunddrni {erpéni: Ti sublimacni vyvéva

Pfedlerpani: Bezolejovd vyvéva typu scroll
Garantovany minimalni tiak <5x10™ torr

Tento tiak je zarucen pro €isty a piné
odplynény system po vypalovani po dobu 48
hodin pfi cca 120°C, jak je uvedeno na
vakuovych mérkdch pfistroje.

3.1.2  Flexi-lock ~ komora pro vkladani vzorki (WX-620)

Primarni erpéni: Turbomolekuldrni vyvéva 240 Is™
PfedCerpéni: Bezolejova vyvéva typu scroll

Garantovany minimalni tiak <5x10°2 torr

Tento tlak je zarufen pro &isty a ping
odplynény system po vypalovani po dobu 48



hodin pfi cca 120°C, jak je uvedeno na
vakuovych mérkéach pfistroje.

3.1.3 Dodateéné komora pro vyzkum povrchu vzorku
Neni obsaZena v nabidkové cené { WX-670)

Turbomolekuldrni vyvéva 400 Is™
Bezolejova vyvéva typu scroll

Primarni derpdni:
Pfedterpani:
Garantovany minimalni tlak <5x 10" torr
Tento tlak je zaruCen pro Cisty a piné
odplynény system po vypalovani po dobu 48

hodin pfi cca 120°C, jak je uvedeno na
vakuovych mérkach pfistroje.

3.2  Analytickd kemora
Analytickd komora je zhotovena jako sféricka z Mu kovu.

Priim&r komory je 267 mm (10.5”), celkovy pocet portd({ pfirub}: 23, pocet portd s pfimym
nahledem: 15

Port Typ pfiruby Uhel sklonu Uréeni
A DN160CF 20 P¥enosova &ofka (Transfer lens)
B DNG63CF 20 Okénko nahledu
C DNG63CF 37 FEG nebo iontové délo
D DN160CF Neni poutit Port pro oderpani
E DN10DCF 0 Rozhrani pro pfipojeni Flexi-locku
F DN1COCF Neni pouit Magnetickd Cocka
G DN10QCF 0 Nahradni / komora studium povrchu
H DN63CF 30 RTG zdroj s dudini anodou
i DN63CF 40 lontové délo
3 DN35CF 30 UV zdroj
K DN10OCF Nenf poutit RTG zdroj monochromatoru
L DN30OCF Neni pouzit Monochromator- Odrazova plocha
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3.3 Analyzétor energie elektrond.

Spektroskopicky 180° hemisféricky analyzitor m3 stfedni primér 165 mm v kombinaci se
zobrazovacim koncentrickym sférickym zrcadlovym analyzétorem. Analyzator ma viceprvkovou
elektrostatickou pfenosovou {transfer) Cotku v kombinaci se magnetickou imerzni Eockou.

Analyzovans plocha: 2mm az 15 um
Pfesnd velikost stopy: 110 um, 55 um, 27 pm a 15 um
Spektroskopie azobrazovant: vicekandlovy system (MCP) nad meandrovym detekinim polem

detektoru DLD. Napéti MCP je nastavitelné softwarové pomoci
datového systému ESCApe.

Provozni rezimy deketoru:: Rastovaci spektroskopie
Paralelni spektroskopie v reZimu snimku ( (snapshot)
2 D { dvojrozmérné) paraleni XPS zobrazovani

ReZimy typu Sweep : fixni transmise analyzatoru ( FAT) pro zobrazovani
a spektroskopii.
Fixni pomér zpoZdéni (FRR) jaka volitelny doplnék za pfiplatek pro
Augerovu spektroskopii.

Rozsah energii: 10-3200 eV, minimalni krok 3.125 meV

0 - 65 eV, minimalIni kropk (volitelny doplnék za pfiplatek pro UPS)

Energie prichodu: Nastavitelné: 5, 10, 20, 40, 80, 160, 3320 eV
(Pass energy)
Poméry zpoZdéni: Nastaviteiné: 3,6, 11,3 14

{Retard ratios)

Polarita: Zaporna
Kladna pro ISS {volitelny dopinék za priplatek)

3.4 RTG-zdroje

3.4.1  Achromaticky zdroj
{voliteiny dopinék za pfiplatek)

Zdroj s dualni anodou Mg/Al montovany na systému linedrniho vysunovani.

Imenovité provozni napéti: 15 kv

Maximain{ proud: 30 mA

Chiazeni: Uzaviena smycka vodniho chlazeni

Bezpelnostni prvky proti poruse: vakua, nedostateéného pratoku chladici vody,

Automaticka regulace: pIné softwarové oviadani provoznich podminek, postupy odplynén,

zpétny odecet kV, emisni parametry viskna s proud netésnosti z
digitdiniho napdjeciho zdroje.
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3.4.2 Al Ka monochromator (soudast dodavky)

Monochromator s velkym Rowlandovym okruhem 500 mm. #

Anoda: Al aAg
Diffrakéni prvek Toroidni odrazova plocha se 3 stupni
volnosti nastaveni.

Uhel RTG svazku k analyzatoru: 54.7 deg (magicky Ghel)

Jmenovité provozni napéti: 15 kv

Maximélni proud: 47 mA

Bezpecnostni prvky: Grovefi vakua a pritok chiadici vody

Automaticka regulace: piné softwarové ovladani provoznich podminek, postupy odplynéni,
zpétny odedet kV, emisni parametry vidkna s proud netésnosti z
digitdIntho napajeciho zdroje.

vysokotlaky vodni okruh pro anodu, nizkottaky okruh vody pro
odrazovou plochu { backplane).

Chlazeni vodou:

3,5 Systém manipulace se vzorky

3.5.1 5 -osy automaticky stolek (WX-611}
Automaticky pfesny manipulator XY, Z, @, © :

X =150 mm
Y=415mm
Z=212mm

@ (X-rotace) = £ 90°
@ (Z-rotace) = £ 180°

Rozszh pohybu:

Rozliseni pohybu stolku: 2 pm

Automaticky stolek je ovladan pfimo datovym systémem ESCApe.

4.0 Optional Analytical Technigques & Excitation Sources

4.1 Volitelné dostupny RTG achromaticky zdroj (WX-630)- za pfiplatek

Véechny intenzity se vztahuji k maximalini rychlosti nacitdni pro Ag 3d,, fototoelektronovy pik vzorku
&istého Ag méFfeného jako odpovidajici k indikovanému napéti. Zdroj: vyzafovani Mg Ka , 15 kV, 30 mA
{450 W}.

Rozliseni 700 x300 um 110 ym 55 um 27 pm 15 um
0.8 eV 800,000 100,000 40,000 -
1.0eV 6,000,000 800,000 250,000 60,00C 10,000

M&reni rozliSeni energie je garantovano to +1%



4.2 Ultrafialovd fotoemisni spektroskopie (UPS) {WX-650)- za pFiplatek

Parametry jsou zaru€eny na &stém vzorku polykrystalického stfibra s pouzitim vyzafovani He |,
Citlivost je definovana jeko poéet naéteni za sekundu (cps) piku Ag 4d. Rozlident je definovano jako
méfeni trovni 80-20% Fermiho hrany Ag buzené vyzafovénim He |,

Citlivost: 1,000,000 cps pfi rozliSeni 120 meV

He | : He Il pomér: 4 : 1 nebo lep¥(

4.3 lontopvé rozptylovd spektroskopie {WX-651)- za pfiplatek

Parametry jsou definovany pro rozptyl &istého Au pro 1 kV pomoci He' iontli s poufitim
instalovaného iontového zdroje. Citlivost je definovdna jako potet natteni za sekundu {cps)na 1 nA
tontového proudu na energii Au. Rozlideni energii je definovano jako FWHM.

Citlivost: 12,000 cps/nA pfi 12 eV FWHM

4.4 Auger Electron Spectroscopy - Schottky Field Emission Source (WX-655)
4.4.1 Parametry SEM :

Garantovany pro méfeni na standardni zlatem poviakované latexové kulové Eastici. Prostorové
rozliSeni je definovno jako vzddlenost méfena retrospektivaim Cdrovym skanem odpovidajicim
poklesu intenzsity z 80 na 20% .

SEM rozliseni: <100 nm pfi 10 kV a proudu vzorku 5 nA
<300 nm pfi 3 kV a proudu svazku 5 nA

4.4.2  Augerova spektroskopie - parametry (za pfiplatek):

Citlivost: >500, 000 ¢ps
Pomér signal/Sum: 500:1

Pomoci Schottkyho autoemisniho zdroje; detekovany pik Cu LMM pfi kinetické energii 918 eV,
méfeni pozadf pfi 950 eV. Mé&feni jsou pfi relativnim rozliSeni energii 0.4% + 0.05% , proudu svazku
5nA, energii svazku 10kV . Pomér signal/Sum je definovadn pomocis, signalu na piku 918
eV Cu a Sumu N, druhé odmocniné signalu pozadi pfi 960 eV.
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hednocent:

pfidélené body

HaanesEay PAusl) odpovéd ano/ne ano ne
Potitacem Fizena Ghiové rozliSend fotoemise .
1. (ARXPS) ANO: +/-90 3
2 Moznost provadét paralelni Ghlova méfeni NE 0
: (parallel angle-resolved XPS)
4 Mé&Feni rozlo¥eni prvké: po povrchu vzorku | ANO, rozliseni lateralng 1 ym 4
' {chemical mapping)
Daidi anoda k monochromatickému zdroji ANO
4. nebo zdroj nemonochromatického rtg zafeni 5
s dualni anodou
Zafizeni pro kompenzaci povrchového AE\IO’,aumm?’,t,'Cka ,neumhzace
5. 5% naboje s pouzitim jen 4
naboje '
elektront
AND, v analytické komote
obsafeno ( WX-612).
6 Vyhfivani vzorku na manipuldtoru nebo Navlc volitelné moino 7
) ve vkiadaci komore nabidnout i pro vkladaci
komoru Flexi-lock za pfiplatek
(WX-661].
ANQ, v analytické komofe
obsajeno ( WX-612).
Chlazeni vzorku na manipuldtoru nebo Navic volitelné moino
7. T o . - P 1
ve vkiddaci komote nabidnout i pro vkiadaci
komoru Flexi-lock za pfiplatek
{WX-661).
ANO, 2 kamery, 1 pro Flexi-lock
sleduje podloZky se vzorky a 1
g Systém pro vizudlni nastaveni mista analyzy | kamera s vysokym rozlifenim 5
' na vzorku s motorizovanym optickym
zoomem pro analytickou
komoru
g UzavFeny chiadici okruh pro chlazeni ANO, pol. WX-520 2
’ ddlezitych soufdsti pristroje
ANO, komora pro vkiddant
Vkiddaci komora umoznujici vioZeni vzork( vzorkl (F!?x'jiocm
10. do/ z analytické komory bez Yoni UHV s automatickym transferem 2
ry FRTHSEI vzork( mezi flexi-lockem a
analytickou komoraou.
AND, pfidavna zafizeni jako
schranku na pfenaseni vzorku
Na vkladaci komofte jsou umistény pfiruby Y lnerFu, tr:mtove s
11, B g, rukavicovy box nebo 1
Rro,pRgjenieasieh 2amzem zakaznicky navrienou komoru
{ze instalovat na komofe pro
vkladani vzorkd,
ANOQ, je zde pfiruba pro
12 Soutasti komory bude pFiruba pro pfipojeni | pozd&j3i pfipojeni preparatni 1
" | preparaéni komory komory, nazyvané jako komora
pro studium povrchu.
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C.

Garantovana citlivost pfi analyze vét$i oblasti pavrchu vzorky (o priméru 2 100um) a pfi
energetickém rozlieni 0.6 eV: 2,000,000 CPS$ {specifikace pro Ag 3d%? pik)

Garantovana citlivost p¥i analyze men3i oblasti povrchu vzorku (6 priméru s 20pm)-apfi
energetickém rozlieni 0.6 eV: 14,000 CPS (specifikace pro Ag 3d%pik)

Linedrni interpolace standardnich parametr(i pfistroje definovanych jako 6,000 CPS pfiplo%e 15um a

25,000 CPS pifi 27 um.

Guaranteed Instrument Performanc e on Ag 3d5/2
Peak at a FWHM of 0.60 eV
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Energetické rozlifeni mé&Fené na sifce fotoelektronove linie {FWHM) Ag 3d¥: < 0.45 eV

Tato hodnota je doloZena na obrazku dale.
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Laterdlni rozliSeni pfi mapovéni rozloZeni prvkl na povrchu vzorku: 1 pm
To je doloZeno na obrdzku niZe méfenim vzdalenosti, na které se signal na ostré hrané snizi z 80%

maxima na 20% maxima.

PO e
S

3
i
iv A
¥ i
5 ¥
7 : iy
¥ N i -
! | i
il | i
) |
i | | i
BN | .
¢ i o | I' i
| i1 {
# |
T \{FAY ! | |
¥ ¥ .‘l i Seo
} P
i 3
5 |€:
it {
i I
.
e
¥ }
i f‘l
Vg
/ o
\ \
L iy e e g J,M =Y
*® k] =
T

37



s hodnoceni: pFidélené body
odpoved anc/ne ano ne
i Klastrovy iontovy zdroj poskytuje také ANC, 300 eV a8 3
" | monoatomarnf ionty keV
2 Pi energii monoatomdrnich jontd v intervalu 0,3 — ANO )
) 0,5 keV je velikost proudu iont( vétEi ne? 100 nA

3. Energie primdrnich iontl klastrového iontového zdroje, ktery generuje klastry fontd slozené z Ar
atom{, pfiCems? klastry obsahuji minimainé 1000 az 2000 atomi o energii 20 keV
{body budou pfid&leny pouze v p¥ipads, fe uvedend hodnota energie bude = 8 keV)
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Fyzikaln{ dstav AV €R, v. v. i.

,Multifunkéni fotoelektronovy spektrometr s rychlym vkladénim vzorkd, kompenzaci povrchového
naboje a hloubkovym profilovanim polovodifovych a organickych materiall, nanostruktur a

funkcionalizovanych povrchi*

Ptiloha & 3 - Seznam subdodavateli Prodévajiciho, jim# bude za pinéni subdodévky uhrazeno vice
nez 10% z Kupni Ceny vé. souvisejicich dokumentd

Definice éasti pinéni,

Y % podil
Pof. Nézev subjektu, sidlo, IE/DIC, tel./fax, www, Keioy Prodz'l-vaj s na
cislo osoba opravnéna jednat za subdodavatele buf’ 5 p!.mt pfedmétu
prostfednictvim aln@ni
subdodavatele
KRATOS ANALYTICAL LTD. Dodévka 95%
Wharfside, Trafford Wharf Road, Manchester, fotoelektronového
M17 1GP, Velka Briténie spektrometru XPS
1 |1€: 563 161, DIC: GB403490970 (vyrobce)
Tel.: +44 161 888 4400, Fax: +44 161 888 4401
www.kratos.com
Kozo Shimazu, feditel
/kaZdy uchazeé uéini souédsti Pilohy ¢. 3 Smlouvy jednotlivé smlouvy uzaviené se subdodavateli

uvedenymi v tabulce vySe, ktefi se budou podilet na plnéni pfedmétu plnéni, pricemZ ze
subdodavatelskych smluv musi vyplyvat zdvazek subdodavatelt k poskytnuti pinéni uréeného k plnéni
pfedmétu pinéni ¢i k poskytnuti véci & prdv, s nimiZ bude Proddvajici oprévnén disponovat v ramci
pinéni pfedmétu pinénif
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